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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

REED SWITCHES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide orgamzatlon for standardlzatlon comprising

——r

all ngtromat—etectrotechmicat—commmittees \ll:u Natiorat UUIIIIIIILLUUb} Ftre UUJUL,L O promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and elestronic|fields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standar: ifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he as “IEC
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE terested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. Int nd non-
goverpmental organizations liaising with the IEC also participate in this bs closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance etenmined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters ernational
consepsus of opinion on the relevant subjects since each from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Plublications have the form of recommendations fg National
Comnlittees in that sense. While all reasonable efforts are hat the technical contgnt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th and regional publications. Any djvergence
betwepn any IEC Publication and the corre tonal publication shall be clearly indicated in
the lafter.

5) IEC itgelf does not provide Independent certification bodies provide gonformity
assespment services angd arks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by ind

6) All users should

7) No liapility shall perts and
memb) amage or
other ees) and
expen bther |IEC
Publig

8) Attent ications is
indisp

9) Attent subject of
patent

Internatjonal Standard’|IEC 62246-1 has been prepared by IEC technical committee 94: All-or-

nothing |electrical relays.

This standard cancels and replaces the first edition of IEC 62246-1 published in 2002 and the
first edition of IEC 62246-2 published in 2007. It constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
editions:

update of references, terms and definitions;

renumbering of clauses to bring them into a more logical order;

inclusion of the generic specifications for all types of reed switches, but mercury wetted

reed switches have been removed from the scope due to their potential for environmental
impact;

inclusion of three fundamental conformity assessment procedures for quality assessment;
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improvement of electrical endurance tests covering resistive, inductive, capacitive and
filament lamp contact loads;

renumbering of all annexes in the order they are referenced in the body of the standard,;
improvement of test procedures;

inclusion of a new Annex C (informative) for electrical endurance test circuit, an Annex D
(informative) for inrush current loads, an Annex E (informative) for conditional short-circuit
current test circuit, an Annex F (informative) for electrical ratings based on classification,
an Annex G (informative) for example of test arrangement for contact reliability test, an
Annex H (informative) for example of test arrangement for making current capacity test
and an Annex | (informative) for example of test arrangement for breaking current capacity
test.

The tex{ of this standard is based on the following documents: /\(

FDIS Report on voting /\
94/314/FDIS 94/323/RVD

The defail specifications (DS), i ¢ S) and the blank detail
- available and the IEC/PAS

62246-2 i ded to be developed to become a full

IEC stampdard.

A list of|all parts of the IET i Wrd, under the general title Reed switches,

on the IEC website.

standargls in this i

Future standard@r' ies' wi e lew general title as cited above. Titles of [existing

The cor 3 i hat.the Contents of this publication will remain unchanded until
the stalility resu icated on the IEC web site under http://webstore.iec.ch in the date

related

aviged edition, or

replaced by a
ameT-uded.
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REED SWITCHES -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 62246 series, which is a generic specification applies to all types of reed
switches including magnetically biased reed switches of assessed quality for use in general
and indystriatappiifcations:.

NOTE 1 |Mercury wetted reed switches are not covered by this standard due to ifonmental

impact.

in detail
pssment

It lists the tests and measurement procedures which may
specifications for such reed switches. This standard also sp
procedures to be followed.

This stgndard applies to reed switches which are opera ' bld; it is
not rest

NOTE 2 |For elementary relays with reed swi K i I with the
standards i

NOTE 3 pecific product standards and the use of the
IEC 6224 d

NOTE 4 |Where any discrepancie egsons, dodupients rank in the following order of authofity:

a) the ddtail specification,
b) the sectional sp'
c) the geg
d) any of ple, of the IEC) to which reference is made.

The samg o equivalent national documents.

2 Noi

The follpwing)referenéed documents are indispensable for the application of this document.
For dated.feferences, only the edition cited applies. For undated references, the lates} edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold

IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-6:2007, Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-7:1983, Basic environmental testing procedures — Part 2-7: Tests — Test Ga and
guidance: Acceleration, steady state
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IEC 60068-2-11:1981, Basic environmental testing procedures — Part 2-11: Tests — Test Ka:
Salt mist

IEC 60068-2-13:1983, Basic environmental testing procedures — Part 2-13: Tests — Test M:
Low air pressure

IEC 60068-2-14:2009, Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of
temperature

IEC 60068-2-17:1994, Basic environmental testing procedures — Part 2-17: Tests — Test Q:
Sealing

IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test(l: Tes metl|70ds for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads

IEC 60068-2-21:2006, Environmental testing — Part 2-21: Te
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:2008, Environmental testing — Part 2-27:
Shock

a2 and guidance:

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — 2-30; t, cyclic
(12 + 12 h cycle)

IEC 600
state

steady

IEC 600
IEC 604

IEC 609 circuit
devices

IECQ O y_ Assessment System for Electronic Components (IECQ

System) Part 1. Administration
IECQ 0 3 Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ
System) of Proceture — Part 3: Approval procedures

3 Terms’and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE Definitions of terms not stipulated in this standard are given in the IEC 60050 series, in particular in the
IEC 60050-444.

3.1 Terms and definitions of reed switch types
3.11
type

products having similar design features and nominal dimensions manufactured by the same
techniques and falling within a range of ratings specified by the manufacturer

NOTE Mounting accessories are ignored, provided they have no significant effect on the test results.
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variation within a type having specific characteristics

3.1.3

reed switch

assemb

ly containing contact blades, partly or completely made of magnetic material,

hermetically sealed in an envelope and controlled by means of an externally generated

magneti

3.1.4

high vo
reed sw
hermeti

3.1.5
heavy-d
reed sw|

NOTE B
electric p

3.1.6
magnet|
reed sy

3.21

preferred position

position
specifie

3.2.2

rated value

value of
conditio

3.2.3

operate po

position

3.2.4
release
position

3.2.5

c field (e.g. an energizing quantity applied to a coil)

Itage vacuum reed switch
itch, Tn which ability To switch high voltages is achieved by a high vactuyum wijthin the
cally sealed envelope

uty reed switch
tch, in which greater switching capacity is achieved

ades having additional contact tips or a contact tip and_spui 3 e path and

ically biased reed switch

vitch to which a biasing nctional

recommende herwise

Y

perating

in which nake contact is closed and the break contact is open

position
in which the make contact is open and the break contact is closed

just-operate value

value o

f the magnetic and electromagnetic fields at which the released reed switch just

operates (see Figure 1)
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Magnetic field
Saturate value A

Characteristic

non-release value
<« Must-operate value

Must-not-release value —— »

Just-operate value
(specific to each
Just-release value contact unit)
(specific to each
contact unit)

<« Must-not-operate value

Must-release value ——» u
>
IEC p45/11
3.2.6
must-operate value
stated limit of the applied magnetic fi 1)
3.2.7
just-release value
value of the applied mag es (see
Figure 1)
3.2.8
must-rglease v
stated Ijmit of the applie ) d at which the operated reed switch releases (see
Figure 1
3.29
must-ngq
stated | te (see
Figure
3.2.10
must-notirelease value
stated limitofthe—apphed-m fe—Fi which—the—epe A e perated

(see Figure 1)

3.2.11

characteristic non-release value

stated value of the applied magnetic field above which the operated reed switch fulfils
specified qualities, for example contact resistance, noise characteristics, etc. (see Figure 1)

3.2.12

saturate value

value of the applied magnetic field at which the reed switch is unaffected by further increase
of the applied magnetic field (see Figure 1)
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3.2.13

contact bounce
phenomenon which can occur while a contact circuit is making or breaking and which is
characterized by the contact points successively touching and separating before reaching
their final position

3.2.14

magnetic dwell (only for change-over switches)
difference in the values of applied magnetic field when the break contact just opens and the
make contact just closes, or vice versa

3.3
3.3.1

bounce|time

Terms and definitions related to operating times (see Figure 2)

for a cgntact which is closing/opening its circuit, time interval betyee
contact [circuit first closes/opens and the instant when the circuit /i

3.3.2

operate time
time interval between the application of the specified
release|condition and the change of state of the last

3.3.3

release|time
time interval between the removal of
operate|condition, and the change of st

en the

h in the
e time)

nin the
ce time)
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Oscilloscope diagram

0,62

0,35
0,25

0,62
0,50

0,35
0,25

0 ‘ ‘ -

t (ms)

IEC 247/11

b) Make-before-break

Energization of the test coil De-energization of the test coil
t1: operate break time t11: release break time

t,: operate make time t1o: release make time

t3: operate transfer time t13: release transfer time

t4: operate bridging time t14: release bridging time

ts and tg: bounce times t15 and t45: bounce times

Refer to Figures 5 and 6 for key to I'g.

Figure 2 — Time definitions
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3.3.4
transfer time (form C contact)
time interval during which both contact circuits are open (not including bounce time)

3.3.5
bridging time (form D contact)
time interval during which both contact circuits are closed (not including bounce time)

3.3.6
operate make time

time interval between the instant of the application of a magnetic field to the reed switch and
the instant.of the first closing of the make contact

3.3.7
operate break time
time intgrval between the instant of the application of a magnetigc fi e reed Rch and
the instant of the first opening of the break contact

3.3.8
release|make time
time interval between the instant of the removal of/an applie 3 ic field from the reed
switch gnd the instant of the first closing of the bre 3

3.3.9
release|break time
time int applied magnetic field from the reed
switch gnd the instant of the first opening

3.3.10
operate transfer time {1
transfer| time measureg
position|to the operate po

reed switch moves from the [release

3.3.11

release
transfer
position

break-before-make reed switch moves from the (operate

3.3.12
operate bridging'ti
bridging time duhing
operate|paosition

orm D contact)
ich the make-before-break reed switch moves from the releasle to the

3.3.13

release bridging time (form D contact)

bridging time during which the make-before-break reed switch moves from the operate to the
release position

3.3.14

minimum time of operate energization

minimum time between the instant of the first application of a magnetic field (at a stated
value), and the instant of reduction of that field to the characteristic non release value to
ensure that the reed switch is maintained in the operate condition

3.3.15

time to stable closed position

time between the instant of application of a specified magnetic field to the instant at which the
reed switch fulfils specified qualities, for example, contact resistance, noise characteristics
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3.4 Terms and definitions related to contacts

3.41

contact blade

metal blade providing the functions of either the electric or magnetic circuit or both functions
combined as in the case of dry reed switches

3.4.2

biasing magnetic field

continuous magnetic field intended to determine the operate and the release position of the
contact, which can be adjusted to form a monostable or bistable switch

NOTE FJI IUibldIUib' bWiLb;IEb, Upcldlc dlllj Iﬁib'dbﬁ bUIIUIiliUIIb ;Idvﬁ 119} IUS db‘l’illb‘d ill L;Iﬂ @l.(.‘l.I bpcbi;ibﬂtion Wlth
reference|to applied magnetic field polarity.

3.4.3
applied|magnetic field

externally generated field (for example by a test coil) intende
contact

ioh of the

3.4.4
switch,|mechanically biased
switch
mechanjcally

is achieved

3.4.5
make cpntact (form A contact)
contact |which is closed when the ree(d ' S, i is open
when the switch is in its rel i

NOTE Al
3.4.6

break cpntact (
contact |which is bpe

when thle switch is i

closed

NOTE A

3.4.7

change C/O contact)

contact g a make contact and a break contact within a single enveldgpe, one
contact

3.4.71

change-over break-before-make reed switch (form C contact)
change-over contact in which the break contact circuit opens before the make contact circuit
closes

3.4.7.2

change-over make-before-break reed switch (form D contact)

change-over contact in which the make contact circuit closes before the break contact circuit
opens

3.4.7.3

change-over reed switch with unspecified switching sequence

(form A and form B contacts)

change-over reed switch where the switching sequence can be either make-before-break or
break-before-make
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3.4.8

maximum cycling frequency

maximum number of cycles per second, at and below which the reed switch still meets the
specifications

3.4.9

failure-to-make

fault condition of the contacts, indicated by the contact circuit resistance of the unit exceeding
a specified value, for a specified applied magnetic field, within a specified period

3.4.10

failure-to-break

fault cohdition of the contacts, indicated by the contact circuit resistance/of the_unif Thiling to
exceed ja specified value, for a specified applied magnetic field, within eripd

3.4.11
contact sticking
failure-tp-break of a reed switch due to residual magnetic, phys

3.4.12
maximym switching current

maximum allowed switched DC or peak current
frequengy of operations and load, under specified

given number and

3.4.13
limiting continuous current
greates{ value of electric current which a closed\c is capable of carrying continuously
under specified conditions %

3.4.14
maximym switching voltag

maximum allowed\switched 2 Ry voltage, in correlation to a given number of
operatidns and I ; ifi Yiohs

3.4.15
contact
spurious ; across the terminals of a closed contact

3.4.16
thermal e.
e.m.f. generated e reed switch, when connected to an external circuit in an |operate
position|and.subjected to a temperature differential

3.4.17
duty factor
ratio of the duration of energization to the total period of operation

NOTE The duty factor can be expressed as a percentage of the total period.

3.4.18

rated conditional short-circuit current

value of prospective current, stated by the manufacturer, which the switch, protected by a
short-circuit protective device specified by the manufacturer, can withstand satisfactorily
under specified conditions

3.4.19
cycle-related failure rate
mean number of failures relative to the number of cycles of service of the switch
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NOTE 2. is the reciprocal of MTBF..

3.4.20
frequency of operation
number of cycles per unit of time

3.4.21

mechanical endurance

number of cycles until contact failure, with unloaded output circuit(s) and under specified
operating conditions

3.4.22

electricatendurance
number|of cycles until contact failure, with specified electrical loading
and under specified operating conditions

the output gircuit(s)

3.4.23
rated making current capacity

value off electric current which the reed switch is capable o
such as|contact voltage, number of makes, power factor, tim

nditions

NOTE Fpr AC the r.m.s. value is specified.

3.4.24
rated breaking current capacity

value of electric current which the
conditions such as contact voltage, nu

capable /of breaking under slpecified
power factor, time constant

NOTE Fpr AC the r.m.s. value i

3.4.25
rated in
value of

3.4.26

open ci
voltage
termina

een the

3.4.27

rated o
Ue
value of

of the equipment and to which the relevant tests and the classification are referred

blication

3.4.28

rated operational current

Ie

value of current which, combined with a rated operational voltage, determines the application
of the equipment and to which the relevant tests and the classification are referred

4 Rated values

4.1 General

The recommended values listed below do not comprise all technical possibilities; unless
otherwise stated in the detail specification, other values may be adopted according to
conditions of operation and use.
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4.2 Frequency of operation

Recommended frequencies: 1; 2; 5; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 30; 50; 60; 100; 120; 200; 500

operatio

ns per second.

4.3 Duty factor

Recommended value: 50 %.

44 O

pen-circuit voltage across contacts

a) 0,01; 0,1; 5; 12; 24, 30; 40; 50; 100; 110; 120; 127; 150; 170; 175; 200; 220; 250; 265;

300;

380; 400; 500; 1 000; 1 500; 2 000 V AC (r.m.s.).

b) 0,01;
80;

4.5 Clurrent rating
Recommended values: 1; 1,25; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15;

decimal

4.6 Lpad ratings

Recommended values: 0,3; 1; 2; 3; 5;

750; 10

Recommended values: 0,1; 0,3; 1; 2; B

500 W.

4.7 N

Recomn

1x10%, 2

4.8 Qi

The clin
cyclic, s

a) The

—6

0,03; 0,05;0,1; 1; 1,5; 4,5; 5;6;6,3; 10; 12; 15; 17; 20; 24; 28;
00; 110; 150; 170; 175; 200; 220; 250; 265; 280; 350; 400; 449;
1 2000; 1 500; 2 000; 3 500; 5 000; 10 000; 15 000 V DC.

multiples or submultiples of these figures in amp

00; 1 800; 3 600; 7 200 VA.

umber of operation

preferrethyales of lower ambient temperature are:

€ 55 °C_=50°C_=40°C _=25°C_=10°C

50; 60;
;1 000;

A or the

b0; 500;

b0; 250;

1x1010,

ate and

b) The preferred values of upper ambient temperature are:

40 °C, 55 °C, 70 °C, 85 °C, 100 °C, 125 °C, 150 °C, 180 °C, 200 °C

c) The preferred times of exposure to damp heat, steady state are:

4,1

0, 21, 42, 56 days

d) The preferred climatic categories are:

65/ 125/ 56

40/ 100/ 56

40/100/ 21
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40 /85 /56
40/ 70/ 21
25/70/ 21
25/55/04
10/40/ 04
10/55/04
4.9 Environmental severities
a) Vibration (IEC 60068-2-6, Test Fc)
Frlequency Vibration amplitude or acceleration
10 HEz to 500 Hz 0,35 mm or 49 m/s? (5 g,,)
10 Hg to 500 Hz 0,75 mm or 98 m/s2 (10 gn)
10 H4 to 2 000 Hz 0,75 mm or 98 m/s2 (10 g

10 Hato 2 000 Hz

10 Hato 2 000 Hz

Crogs-over freque .
b) Shogk (IEC -2

, 980 m/s?, 4

, Test Ga)

number

49050

19 600 2 000

49 000 5000

98 000 10 000

196 000 20 000

294 000 30000

Duration of 1 min in each direction prescribed in the specification.
d) Low air pressure (IEC 60068-2-13, Test M): 80 hPa

4.10 Surge voltage
a) 800V, 1500V, 2500V, 3000V,4000V.
b) 1,2x50 us, 10x700 ps or 1 000 ps.
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4.11 Classification

The classification as given in Table 1 is preferred. Any other types of application shall be
based on agreement between manufacturer and user, but information given in the
manufacturer’s catalogue or tender may constitute such an agreement.

Table 1 — Classification

Kind of current Classification Typical application
AC inductive load Control of electromagnetic loads >72 VA
AC (contactor coil, solenoid
valve)
DC inductive load Control of electromagnets
DC (contactor coil, solenoid
valve)
A\

NRO

Utilizati es,| all the
relevant i e.g.\the requifements
regardir] oad conditions,
conditio

Special

4.12 Clontact reliability

Recommended values of failure rates:

5 Marking

The segtional or~det d other
information to shall be
described in full or're ority for
markingl small unitg

Informati contact
ratings

The ma

e manufacturer's name;
— the
— the coded date of manufacture, quantified by months or less.

— the 1rade mark>e
nitytype and variants' code;

Each package of reed switches shall be marked with the following information:

— date code;

— number of the detail specification;

— manufacturer's factory identification code;

— additional marking as required by the detail specification.
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6 Quality assessment procedures

6.1 General

The appropriate quality assessment procedure shall be selected by the manufacturer. There
are three fundamental conformity assessment processes which may be used:

a) supplier’s declaration of conformity in which the manufacturer declares conformity,

b) second-party conformity assessment in which the customer verifies conformity,

c) third-party certification in which an independent third party verifies conformity.

NOTE Whichever process is selected, the recommendations of ISO/IEC Guide 60 should be applied insofar as
they reaspnably apply.

6.2 Supplier’s declaration of conformity

When slpplier’'s declaration of conformity is selected, the manufac fhimum,

NOTE 1 |This does not mandate that the quality management systefq_be © ified 3 i ody (see
ISO 9001).

NOTE 2 [It is recommended that the manufacturer's declaratj nce with

ISO/IEC 17050-1.
6.3 Second-party conformity assgssime

When gecond-party conformity assess i hnd the
customer shall, as a minimum, use a quali A I similar.

NOTE 1 |This does not mandate tk i S ody (see
ISO 9001).

NOTE 2 |It is recommended
ISO/IEC 17050-1.

6.4 Third-par
When third-party 3 IS selegted, a recognized third-party approval system ghall be

used to e product with the product specification. The international
IECQ sy nay be used.

declaration of conformity be in accordance with

6.5 IH

When tH i is used, the rules and procedures for the system shall be follpwed.

6.6 IECQsystem
6.6.1 General

The basic rules and rules of procedure shall be accordance with IECQ system for quality
assessment is to provide assurance to the purchaser that the components which are released
conform to the requirements in the relevant specifications.

Before a manufacturer is permitted to produce, test and deliver components under the IECQ
quality assessment system, it is necessary that his production organization, facilities, storage
and delivery systems organization, facilities for inspection and tests of components, and
arrangements for calibration meet the requirements of the IECQ system. In particular, it shall
be demonstrated that all appropriate parts of the organization and its facilities are under the
direct control or surveillance of the person appointed as chief inspector. This approval of
manufacturers is granted in accordance with IECQ 001002-1.
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The procedures for the qualification approval of electronic components as stipulated in
IECQ 001002-1 comprise the following consecutive basic steps:

a) qualification approval;
b) quality conformance inspection.

6.6.2 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined as the plating and related processing of the
contact blades.

6.6.3 Structurally similar components

The blapk detail specification(s) shall define those reed switches within [ts scope, which may
be consjdered as structurally similar.

6.6.4 Subcontracting

Subconfracting is permitted for any stages preceding t Lfacture
(see 6.6.2). Subcontracting shall be in accordance with re ¢ § ex B to Qlause 2
of IECQ 001002-3. Subcontracting the primary stage 9 ard/or subgequent
stages o an unapproved manufacturer is forbidden.

6.6.5 Qualification approval proced

Lfacture
lions.

The mapufacturer shall comply with tP
(see 6.6.2), as well as with the require

In addit ification
requirements either on f : lot for
periodic inspection, or pgn afixed Uk S.
Samples shall b pn shall
be used, but wh on zero
defectives, additiona to give
accepta

6.6.6

The bla hall be
includeq i e of the
specific

This test“sc¢hedule shall also specify the division into groups and subgroups (see B.2.3 of
IECQ 001002-3) for the purpose of lot-by-lot and periodic inspection.

The blank detail specification shall show the order in which the tests or conditions in the sub-
group shall be carried out where this order may affect the test results. The blank detail
specification shall also indicate wherever any particular order of testing in any subgroup is to
be observed.

Where a subgroup contains a destructive test, this shall either be stated in full or the symbol
"D" shall be placed alongside of the title of the subgroup in the schedule of inspection
requirements in the blank detail specification.
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6.6.7 Delivery of units subjected to destructive tests or non-destructive tests

Units subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Units
subjected to non-destructive tests may be delivered provided they are re-tested to Group A
(see 3.2.3 of IECQ 001002-3) requirements and satisfy them.

6.6.8 Delayed delivery

Units which have been held by the manufacturer for a period exceeding 12 months following
acceptance inspection shall be re-inspected as prescribed in the detail specification, unless
another period is specified therein.

If this h ded for
another

6.6.9 Supplementary procedure for deliveries

Manufagturers may, at their discretion, supply units that have ent level
againstorders for a lower assessment level.

6.6.10 | Unchecked parameters

When, |n detail specifications, supplementary i be the
subject pf inspection.

6.6.11 | Release for delivery before the con

When the conditions of IEC 60410 for red isfi Sroup B
(see 3.4.3 of IECQ 00100 S it before
the comfpletion of such te

6.6.12 | Screenin

When screening@ is to be
applied |to all deV| e quality
conform j

The tes ence is
already d.

Any deyi ective during any of the tests shall be removed and not considered as
part of t

7 Testand measurement procedures

7.1 General

The blank detail specifications shall contain tables showing the tests to be made, which
measurements are to be made before and after each test or subgroup of tests, and the
sequence in which they shall be carried out.

7.2  Alternative procedures

The test and measurement methods given in the relevant specification are not necessarily the
only methods which can be used. However, the manufacturer shall satisfy the National
Supervising Inspectorate that any alternative methods which he uses will give results
equivalent to those obtained by the methods specified.
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Alternative methods shall not be used where methods are specifically designated as referee
or reference methods.

7.3 S

tandard conditions for testing

Unless otherwise prescribed, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing, as specified in IEC 60068-1. The stages of each test shall be carried
out in the order written.

For those measurements that require the switch to be energized, the switch shall be
positioned in its test coil as prescribed in the detail specification.

Test coi
coils in

influenc
greater.

The volf
the nor
prescrib

7.4 \Visual inspection and check

7.4.1

Unless
normal
in the d

If presd
magnifig

- glasg

- ged

- me
ma

7.4.2

The out

Is and test systems shall, wherever possible, be selected from the list of stand

Annex A.

ed.

Visual inspection

ptherwise prescribed in the d
visual conditions.
btail specificatign.

ribed in the detall sype
ation @ ‘

ail 'spexificati
ip,seals, fi

ard test

>\rdy can
br is the

D,5 % of

unless otherwise

d under

, short-

-
"

hd non-

ine dimensions shall be checked and shall comply with those prescribed in th

e detail

specific

7.4.3

taon.

Mass

The nominal mass shall be prescribed in the detail specification whenever required.

7.4.4

Information to be stated in the detail specification

a) For visual inspection, typically: conditions of light and magnification, inspection limits.

b) Outline dimensions.

c) Nominal mass.
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Functional tests

7.51 Procedures

7.511 Procedures for reed switches

Functional tests shall be applied, in the order given, to the switch mounted in a test coil.
Unless otherwise prescribed, the increase and decrease of the energization of the coil
shall be performed at a rate not greater than:

5 A x turns/ms for saturate value and zero energization;

1 A x turns/ms for must-not-release, must-release, must-not-operate, must-operate, just-
release and just-operate values.

Eith¢r of the Tollowing monitoring procedures may be used:

Progedure 1: Contact circuits shall be monitored, throughout the test i to-make
and [failure-to-break at the appropriate values of test coil energiza

Progedure 2a: Physical opening and closing of the contact gughout

the tests by magnetic induction or other equivalent methods

1)

baturate: The test coil shall be energized for a sp e value.

he contact is then in the operate position.
d to the

release
Unless
to zero

increased
rom the
bughout

ergized for a specified period to the saturatg value.
ate condition.

ergization shall be reduced to zero for a period of 20 ms.

e prescribed, the energization of the coil shall be ingreased
st-not-operate value (see Note 1).

4) S te\The energization of the coil shall be increased from zero (or from the

usi~not-release: When prescribed, the energization of the coil shall be reducdd to the
must-not-retease vatue (see Notes tand 27-

6) Must-release: The energization of the coil shall be reduced from the must-not-release
value (or in its absence, the saturate value) to the must-release value.

NOTE 1 Must-not-release and must-not-operate tests are optional and are performed only when prescribed in
the detail specification.

NOTE 2 When prescribed, the functional test for the must-not-release may be replaced by a similar test
performed at the characteristic non-release value.

7.5.1.2 Special procedures for magnetically biased switches

The procedures of 7.5.1.1 apply with a rate of 0,1 A x turns/ms for must-not-release, must
release, must-not-operate, must-operate, just-release, and just-operate values.


https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

62246-1 © IEC:2011 - 27 -

Either of the following test systems may be used (see Annex B):
a) Procedure for test system 1
1) The central coil M energization shall be zero.

2) The L coil energization shall be increased to the saturate value of the release position

and afterwards decreased to zero.

3) The R coil energization shall be increased from zero to the must-operate value.

4) The R coil energization shall further be increased to the saturate value of the operate

position and afterwards decreased to zero.
5) The L coil energization shall be increased to the must-release value.

b) Procedure far test qufpm 2

1) The central coil M energization shall be brought to the saturatenyalue okthe

osition and shall afterwards be decreased to zero.

2) The energization of the coil shall then be increased to the

3) The energization of the coil shall be increased in the op
osition.

7.5.2 Requirements

Procedyre 1: The contact circuit resista
be complied with.

Procedy
release,

7.5.3

a) Test
b) Meth
c) Saty
d) Mus
e) Mus
f) Mus
g) Mus
h) Char
i) Faild

if applicable)

: contact circuit resistance limit

operate

ity to the

ion and

operate

ak shall

~+ ~ ~

j) Faillre-to-break+(forProcedure
k) Time at zero energization if other than 20 ms
I) Rate of increase and decrease of energization (if applicable).

7.6 Remanence test (see Figure 3)

7.6.1 Procedure

Functional tests shall be applied, in the order given, to the switch mounted in a test coil. The
position of the switch in the test coil and the influence of the external fields shall remain
constant during the test. Contact circuits shall be monitored throughout the tests for failure to

make and failure to break at the appropriate values of test coil energization.
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a) Saturate:

The test coil shall be energized to the saturate value for a minimum period of 20 ms,
unless otherwise prescribed. The contact is then in the operate position. The saturate
energization shall be reduced to zero and shall remain at zero for a minimum period of

20 ms.
b) Just-operate (1):

The energization of the coil shall be increased from zero, in the same polarity to the just-

operate value.
c) Saturate (reverse polarity):

The energization shall be reduced from the just-operate value through zero to the saturate

valup-r-thereversepola —for a-minimumperieod-o
d) Justtoperate (2):
The |energization shall then revert from the saturate value (reve
to thle original polarity, to the just-operate (2) value.

7.6.2 Requirements

prescribed.

gh zero

The remanence value is the difference between the just-ope ‘ j pperate (1) value

divided py the just-operate (1) value (see 7.6.1).
to-makeg shall be complied with, for procedure 1 acco

7.6.3 Information to be stated in
a) Testl coil.

b) Satyrate value.

c¢) Remanence value in %; X just opeﬁ%@)— \ 1) %
just-bperate (1)
d) Failyre-to-make contact’s 3 limit for procedure 1 of 7.5.2.

e) Time at zero energ

A x|turns

Just-operate (1)

[\

Just-operate (2)

failure-

o \

Saturate
(Reverse polarity)

Figure 3 — Remanence test sequence

7.7 Contact circuit resistance

7.71 Procedure

IEC 248/11

The contact circuit resistance shall be measured by the 4 point (Kelvin) method at a point
6 mm from the point of emergence of the termination from the seal, or as prescribed in the

detail specification.
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The voltage and current applied to the contact circuit shall not exceed 6 V and 1 A AC r.m.s.

or DC unless otherwise prescribed in the detail specification.

The frequency of the alternating current shall be in the audio frequency range.

The value of contact resistance shall be the mean of the two values.

The switch shall be saturated magnetically unless otherwise prescribed and the test coil
energization reduced to a value prescribed in the detail specification.

The break contact circuit resistance shall be measured without energization of the test coil

unless gtherwise-speeified-

The megasurement circuit may be connected to the switch at instants

prescribjed in the detail specification.

The measurement circuit shall be disconnected from the switc
in the detail specification.

The mepsurement of the contact resistance shall b
make contact and between ¢5 and 4 for the break coptag

7.7.2 Requirements

The contact circuit resistance shall not e

A x turns

< \/\ make contact

Test break contact

4 for the

po
-

t

EC 249/11

Figure 4 — Sequence of contact circuit resistance

7.7.3 Information to be stated in the detail specification

a) Test coil.

b) Point of measurement, if other than 6 mm.
c) Contact circuit resistance.

d) Saturate value and the reduced value.

€) 14, tp, 13, g t5 @nd fg.

f) Applied measurement voltage and current (if applicable).

measurement

g) The frequency of the applied qualities used for contact circuit resistance test, where

applicable.
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7.8 Dielectric test
7.8.1 Procedures

The insulation is subjected to a voltage of substantially sine wave form or a DC voltage. The
test voltage shall be raised uniformly from 0 V to the value prescribed in (a) below.

When the terminals of the test equipment are short-circuited, the current shall be between
0,1 mA and 1 mA.
a) Procedure 1

The test voltage shall be selected from 4.4, unless otherwise prescribed in the detail
SpeLifiuatiun.

— Between the terminals of a normally open switch in the release

i
f
(form C and form D contacts),
H

etween all specified conductive parts of the switch,

one pf the following durations:

— fpr(60+5)s,

— fpr1 s (at 1,1 times the specifi
b) Progedure 2

The litioning
ionization method.
Unlgss otherwise preschi i & S lions of
procedure 1 shall be app

7.8.2 Requirements

The leakage cu pecified

duration as prescribe

7.8.3

a) Prog
b) Pred
c) Volt

e/terminals of the make contact (and break contact, for Qoth the
lease positions of the switch; form C and form D contacts) unless
otherwise-prescribed in detail specifications.

d) Conductiveparts:

e) Duration of application of the test voltage.

f) Maximum value of leakage current.

g) Maximum duration of leakage current.

h) Time that elapses between preconditioning ionization and monitoring for a leakage current,
if applicable.

7.9 Insulation resistance

7.9.1 Procedure

The test voltage, as prescribed in the detail specification, shall be applied:
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— between the terminals of the make contact (and break contact, in both the release and the
operate positions of the switch; form C and form D contacts), unless otherwise prescribed
in the detail specification;

— between specified metallic parts of the reed switch.

The insulation resistance of the reed switch shall be measured at the DC voltage level
prescribed in the detail specification, which should be one of the following:

- 100V, or
— 500V.

The voltage shall be applied for at least 0,5 s, or for a longer period as is necessary to obtain
a stable[Teading, after which the msutation resistance shallbe recorded.

7.9.2 Requirements

The insplation resistance value obtained shall be not less than e detail

specification.

7.9.3 Information to be stated in the detail specifi
a) Insulation test voltage.
b) Minimum value of insulation resistance.

c) Congductive parts.

7.10 Qperating times (see Figures 2,5
7.10.1 | Procedure
7.10.1.1 General

Suitablg test circuits s

The tesf coil sha h with a

NOTE T
itself, but

ents upon switches made in a test coil depend not only upon the switch
e impedances of the total circuit in the open and closed positions.

7.10.1.2 arate.make, break and transfer or bridging time

The zern

all be maintained for a minimum period of 10 ms. The DQ supply

voltage et toyprovide a steady current equivalent to 150 % of the must-operafe value.
This shIII be-applietd’to the test coil and the times ¢4 (¢,, ¢3, 14 if applicable) of the swifch shall
be measured

7.10.1.3 Bounce time (operate) (75, #g)

The bounce time (operate) shall be measured, under the same condition as the operate time.
Discontinuities of less than 10 us shall be ignored, unless otherwise prescribed.

7.10.1.4 Release make, break, bridging or transfer time

The DC supply shall be set to 150 % of the must-operate value and maintained for a minimum
period of 10 ms prior to disconnection of the coil energization, and the times ¢y (¢15, t13, t44 if
applicable) of the switch shall be measured.
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7.10.1.5 Bounce time (release) (45, t4¢)

The bounce time (release) shall be measured, under the same conditions as the release time.

Discontinuities of less than 10 us shall be ignored, unless otherwise prescribed.

7.10.2 Requirements

The time(s) shall not exceed that (those) prescribed in the detail specification.

7.10.3 Information to be stated in the detail specification

D

Test coil number (see Annex A).

(=)

4, + Al H S H
TeSI. L YyolTITIT UTOUITYUUTT.

Qo O

)

)

) Must-operate value.
) Operate time, maximum.
)

Relgase time, maximum.

- O

) Opefate bounce time, maximum (where specified).
g) Reldase bounce time, maximum (where specified).
h) Test circuit potentials and resistances.

i) Re

j) Transfer time, maximum and minimunr ]
C and D~Contacts.
k) Bridging time, maximum and minimum

ptition rate and duty cycle.

©
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R

SBF
100 Q

Vs —— Test coil

E

Oscilloscope or © OT
detecting device

O
Y (d.c.)

Key
E: Common
T: Triggef]
Y: Amplifier

NOTE AJl symbols that are not(defihe

9,

a make switch
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Measuring
device T E Y

|
|
| Re |
Bounce free test ‘ F |
system driving | C
device v E\:| \
> | | R V]
‘ Test | 2
\ coil | “—4|
= %
| | o
T

Test syste

IEC 251/11

Key

C: Test coil

c: Switch under test

V: Energization voltage sup Trigger input

Sgr: Switch, bounce-free Measuring inputs

Vg:  Telst supply

NOTE In
for the re

ing ratios

711 (

7111

K

erate-time
=te+Hh

Procedw

a1 Chanae of relaase time-and o
= Aahge-o+eteasetHhRreaha-o

p
The test circuit of 7.10 shall be used.

a) Make contact

The switch under test shall be mounted in a test coil and the coil energized at 150 % of
the must-operate value, and then while at room ambient temperature the release break
time shall be measured.

With the coil energization maintained, the ambient temperature shall be raised to the
upper limit according to the given climatic category over 1 h approximately.

The switch shall be held operated at 150 % of the must-operate value at this temperature
for not less than 24 h. The coil energization shall then be disconnected without any
physical disturbance to the switch under test and the release break time shall be
measured at this temperature (see 7.10.1).
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Procedyre 2: Change gfj

a)

The difference between the first and the second measurements indicates the degree of
contact sticking.

Break contact

The switch under test shall be mounted in a test coil with no coil energization and then
while at room ambient temperature, the operate break time shall be measured by applying
150 % of the must-operate value of energization.

The ambient temperature shall be raised to the upper limit according to the given climatic
category over 1 h approximately without coil energization.

The switch shall be held at this temperature for at least 24 h without coil energization.

Without any physical disturbance to the switch under test, the operate break time shall be
mea urad whilg ctill a2t thic tamnaraturga hy annlvying 1850 9. af tho muestanarata lalue Of
dpPeT ~ R SRTTTEAR R ST TRt P Al o Sl AR B A oy LD ohdd T

energization.

The|difference between the first and the second measurement
contpact sticking.

gree of

Requirements

The |difference between the two time measurements sha * \.the value pr¢scribed

in the detail specification.

Inforﬁnation to be stated in the detail specification
1) Test coil.
2)

1
Wpper category temperature.
3) The maximum permitted value
f
L
1

gen the first and the|second
heasurement.

4)
9)

[est circuit description.

[est period.

Makpe contact

The just-rele@ te value
shal| not be appli

The 50 % of
the Lrelease
valu

With to the
upper

The berature
for g

Withed hall be

measured at thls temperature
The difference between these two measurements indicates the degree of contact sticking.
Break contact

The just-operate values shall be measured according to 7.5, except that the saturate value
shall not be applied.

The switch under test shall be mounted in a test coil and the coil energization shall be
increased from zero, and then while at room ambient temperature, the just-operate value
shall be measured.

The ambient temperature shall be raised to the upper limit according to the given climatic
category within 1 h, without coil energization.

The switch shall be held at this temperature for at least 24 h without coil energization.

Without any physical disturbance to the switch under test, the just-operate value shall be
measured at this temperature.


https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

- 36 - 62246-1 © IEC:2011

The difference between these two measurements indicates the degree of contact sticking.

c) Requirements

The difference between the two measurements shall not exceed the value prescribed in
the detail specification.

d) Information to be stated in the detail specification

1)

Test coil.
Upper category temperature.
The maximum permitted value of the difference between the two measurements.

Rate of change of energization if other than 1 A x turns/ms.

[lethod of monitoring.
ailure-to-break contact circuit resistance limit, when using pro
7.11.2 | Magnetostrictive sticking
e wave
| be as
he upper value of energizatio e lower
alue of energization shall be &
put any
failure-
il is re-
he above cycle
A failure @ within a
pecified perio
reak time
re wave
| be as
) lue and
thedower value of energization shall be lower than the must-release value.

The coil energization shall then be increased to 150 % of the must-operate value
without any physical disturbance of the switch under test and the unit shall be checked
for failure-to-break (see 7.5). The checking voltage for failure-to-break shall be
removed before the test coil energization is disconnected.

The above cycle of tests shall be repeated at least five times.

A failure shall be any occasion on which the contact fails to break, measured within a
specified period after the energization of the test coil.

NOTE 2 A tendency to stick can also be estimated by comparing operate value and operate break time
during the test as under 7.11.1.
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b) Requirements

The total number of failures-to-break shall not exceed that prescribed in the detail
specification.

c) Information to be stated in the detail specification

1) Test coil.

Pulsing rate.

Limits for the peak-to-peak value of the pulses.
Number of test cycles.

Acceptable number of failures-to-break.

The swi

7.12.2

The terr
termina
changes
specific

nnirmum contact CITCUIt resistance detining raliure-to-bdredk.

bpecified period of measurement.

obustness of terminals
Procedure

fch shall be subjected to the appropriate proceduré

Requirements

ninals and seals shall not sho
s is permitted to the exterd
in the functional characteristics

ation.
in the dspei

=C 60068-2-

L where degradatio
detail specificati

XPOSiRg 't to steam for 1 h or to dry heat at 155 °C for 16 h from IEC 60068-

The
IEC

b) Resi

ired\by the~defail specification.

-4-21.

n of the
bn. The
e detail

e either
P-20, as

60068-2-20.
stance to soldering heat

t Ta of

The switch shall be subjected to one of the methods for resistance to soldering heat of

Test

7.13.2

Tb of IEC 60068-2-20.

Requirements

The requirements for solderability and resistance to soldering heat shall be prescribed in the
detail specification.

7.13.3

Information to be stated in the detail specification

a) Method.
b) Information required by the methods chosen from IEC 60068-2-20.
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7.14 Climatic sequence

7.14.1

General

In the climatic sequence, an interval of not more than three days is permitted between any of
these tests, except between damp heat, cyclic, first cycle and dry cold.

In such a case, the cold test shall follow immediately after the recovery period specified for
the damp heat test.

The tests and measurements shall be performed in the order given from 7.14.2 to 7.14.4.

7.14.2
a) Dry
The

the gpecified climatic category.
b) Damp heat, cyclic, first cycle

—-
(¢

- A
c) Cold
The

the given climatic category.

Procedure
heat

f24 h.

fter recovery, the switch shall be immediate

air pressure

p heat, cyclic,

switch shall be
number

Sding to

his shall be carried out in accordance with Test 8D068-2)\30, for ofe cycle

rding to

severity

riate to

bllowing

fional tests (7.5);

d) Low
The
pres

e) Dam
The
The
Upo
the ¢

7.14.3

At the e

tests as

a) visu

b) func

c)

7.14.4

contact circuit resistance (7.7);
d) dielectric test (7.8);

e) insulation resistance test (7.9);
f) sealing (7.21).

Information to be stated in the detail specification

a) Degree of severity for Test M.

b) Duration for Tests Aa and Ba.

c) Num

ber of cycles for Test Db.

d) Permissible changes of functional characteristics.

e) Contact circuit resistance.

f) Maximum value of leakage current permissible.
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g) Insulation resistance.

h) Method Qk or QI of IEC 60068-2-17, and leakage rate.
7.15 Damp heat, steady state

7.15.1 Procedure

The switch shall be subjected to Test Cab of IEC 60068-2-78, using the appropriate degree of
severity prescribed in the detail specification.

7.15.2 Requirements

At the prd—ofthis—testtheswitch

: ~ ests as
prescribjed in the detail specification:

a) visual inspection (7.4);

[}

functional tests (7.5);

o o

dielgctric test (7.8);
insulation resistance test (7.9);
) seallng (7.21);

g) soldgrability (7.13).

)
)
) contpct circuit resistance (7.7);
)
)

)

—h

7.15.3 | Information to be stated in the
a) Degfee of severity for Test Cab of IE
b) Pern
c) Contact circuit resista

d) Max|mum value of |eakage

e) Insulation resi
f) Tesfmethod

716 R

7.16.1 | Procé

The swi cted to Test Na or Nc of IEC 60068-2-14.

7.16.2

The swifchsshall be Visually examined. There shall be no visible damage, except as gxplicitly
describad—in—the—detail-specification—and-the—marking—shall- belegible—as—prescribed in the
detail specification. The switch shall meet the requirements of the sealing test (7.21).

7.16.3 Information to be stated in the detail specification

a) Test Na or Test Nc of IEC 60068-2-14.

b) Information required by the test selected (in particular test conditions and severities).
c) Test method Qk or Ql of IEC 60068-2-17, and leakage rate.

7.17 Salt mist
7.17.1 Procedure

The switch shall be subjected to Test Ka of IEC 60068-2-11.


https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

-40 - 62246-1 © IEC:2011

7.17.2 Requirements

The switch shall be visually examined. There shall be no visible damage and the marking
shall be legible as prescribed in the detail specification.

7.17.3 Information to be stated in the detail specification

As stated in Test Ka of IEC 60068-2-11.

7.18 Vibration

7.18.1 Vibration 1 — Functional

a) Prodedure
The|switch shall be subjected to Test Fc of IEC 60068-2-6. S ibration
response investigation) followed by 8.3.1 (endurance by s ally 8.2
(vibration response investigation) of IEC 60068-2-6:2007 she peferred
sevdrity is stated in 4.9.
Vibration shall be applied in three mutually perpendict X s ofherwise
prescribed in the detail specification.
For the purpose of this test, the sample shall be rigidly
Duripg this test, the test coil shall be alternatel i 50.% of the mustjoperate
valup and de-energized, the change in con hronjze with the completion of
each vibration sweep, ignoring th
The|switch under test shall be cont i ctect false contact opgning or
closing.
Adequate precautions shall be tak witch from the magnetic field of the
vibration table.

b) Reqpirements
Duripng the test, no [failuréxto ke Car falure-to-break) shall exceed 10 ps.
Immediatelyi ifches shall meet the requirements of the fpllowing
tests dN ’
1) i
2) f
3) 9

c) Info
1) A
2) lgentification of the direction of movement of the contacts (if appropriate).
3) Severity.

4) Permissible changes of functional characteristics.
5) Mounting jig.
6) Test method Qk or Ql of IEC 60068-2-17 and leakage rate.

7.18.2 Vibration 2 — Survival
a) Procedure
The switch shall be mounted in the jig prescribed in the detail specification.

The vibration test shall be carried out at 50 Hz for 6 h with a vibration amplitude of
0,35 mm unless otherwise prescribed in the detail specification.

Unless otherwise prescribed in the detail specification, vibration shall only be applied
normal to the longitudinal axis with the direction of acceleration in the same direction as
the movement of the contacts during make and break.

b) Requirements
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Immediately following the test, the switches shall meet the requirements of the following
tests as prescribed in the detail specification:

1) visual inspection (7.4);
2) functional tests (7.5);
3) sealing (7.21).
c) Information to be stated in the detail specification
1) Axis of mounting, if different from above.

2) Identification of the direction of movement of the contacts (if appropriate).
3) Permissible changes of functional characteristics.

4) Nrountng jig-

5) Test method Qk or QI of IEC 60068-2-17 and leakage rate.

7.19 Shock
7.19.1 | Procedure
The swiftch shall be subjected to Test Ea of IEC 60068-2-

The enVironmental severities are stated in 4.9.
The sevlerity shall be prescribed in thede

Shock ghall be applied in three mutuall i ribed in
the detdil specification.

a) Method 1 — Functiona

For the purpose of this i igi i il. sample
shal| then be submitts 9 i i pized at
150 [% of the foan hile de-
energized.

The [switch under bSing.

b) Meth
Duri shall be rigidly mounted in the jig prescribed in thle detail
spegifi the required number of shocks.

7.19.2
a) Meth

During |[the test, no failure-to-make or failure-to-break shall exceed 10 us. Immlediately

followingthe test, the switch shatt meet the Tequirements of the fottowing tests as prescribed

in the detail specification:

1) visual inspection (7.4);

2) functional tests (7.5);

3) sealing (7.21).
b) Method 2
Immediately following the shock test, the switch shall meet the requirements of the following
tests as prescribed in the detail specification:

1) visual inspection (7.4);

2) functional tests (7.5);

3) sealing (7.21).
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7.19.3 Information to be stated in the detail specification
) Information required by Test Ea of IEC 60068-2-27.
) Method 1 or 2.

) Mounting jig.
)
)

Q O T Q

Identification of the direction of movement of the contacts (if appropriate).

D

Permissible changes of functional characteristics.
) Test method Qk or QI of IEC 60068-2-17 and leakage rate.

—h

7.20 Acceleration test — Functional test only

7.20.1 PIU\»UU‘UIU

The swifches shall be subjected to Test Ga of IEC 60068-2-7.

The enVironmental severities are stated in 4.9.

Unless ptherwise prescribed in the detail specification, th i Z applied
normal {o the longitudinal axis with the direction of accelers i the s h as the
movement of the contacts during make and break.

For the purpose of this test, the sample shall be

During this test, the test coil shall be alkern » ized ﬁe value
and de- i S ication.
The swi
7.20.2 | Requirements

5 of the

Immediately follodhing
following tests a

a) visu
b) func

c) seal

7.20.3

b) Moupting_jig.

c) ldentification of the direction of movement of the cantacts

d) Permissible changes of functional characteristics.
e) Test method Qk or Ql of IEC 60068-2-17 and leakage rate.

7.21 Sealing
7.21.1 Procedure
The switches shall be subjected to Test Qk or Ql of IEC 60068-2-17.

For heavy-duty reed switches, the integrity of the hermetic seal shall be checked by means of
an arc time duration test, while switching a load, as prescribed in the detail specification.

7.21.2 Requirements
a) The leakage rate shall not exceed the rate prescribed in the detail specification.
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b) The specimens shall be visually inspected and electrically and mechanically checked as
required by the relevant specification (Test QI of IEC 60068-2-17).

c) The arcing time shall not exceed a value prescribed in the detail specification (arc time
duration test).

7.21.3 Information to be stated in the detail specification

a) Test Qk or Ql of IEC 60068-2-17 or arc time duration test.

b) Pressure and duration for Test Ql of IEC 60068-2-17 or severity for Test Qk of IEC 60068-
2-17 or switching load and frequency for arc time duration test.

— For Test Qk: leakage rate;

— Far Test Ql' information on how the anpr‘impnq shall bhe viQun—H-y incppr‘ ed and
glectrically and mechanically checked;

— FHRor arc duration test: maximum arcing time.
7.22 Ellectrical endurance

7.22.1 | Types of electrical endurance test

a) Stardard electrical endurance test

b) Application simulation endurance test

App e 5. perfofmed under specified
conditions related to a well-defing ¢ diversity and nymerous
posgible applications, specified in a harmonized
spegification.

NOTE W 3 Bofreliability data for the switches such as faijure mode
analysis d .

7.22.2 | Standard electrical &

These tests are standa

give infg rmation@al z

7.22.3 | General tes

6 allow comparison of several prodycts and
ality under standardized conditions.

The tes

The inp i 3 ricorporates a power supply unit complete with the stahjilization
circuitry i } e given energization and impedance limits, and the corresponding
over-cu e switching device provides a pulse pattern of the [desired
frequen waveform to operate the reed contact via the test coil.

Cy, dubycycleNand

The control’device provides signals for operating the switching device and control$ starts,
measurement stops, etc.

The switches shall be mounted in test coils according to Annex A.

The load shall be a component, a cable or a combination of several components and / or
cables. The source for output energization shall supply the voltages or currents for energizing
the load and may provide voltages or currents necessary for the measurements. Together the
load and the source for output energization define the load conditions. The load conditions
shall be selected from the standard loads as prescribed in the blank detail specification or in
the detail specification.

The measuring and indication device shall be capable of performing the specified
measurements. It shall also indicate which type of failure was detected in which reed contact
and indicate when this occurred. Other functions which this device may provide are the
indication of data and time, limiting and mean values of measurements and tests, failures of
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the test equipment; and the provision of commands to the control device to de-energize
switches which have failed.

The electrical endurance testing equipment shall be capable of performing standard electrical
endurance tests as specified in this subclause or application simulation endurance tests as
specified in a detail specification. Application simulation tests shall be so written that the test
equipment capable of performing the standard electrical endurance tests will be equally
suitable for the simulation tests.

The test shall be performed under standard atmospheric conditions.

The fre
and ratg

current
d switching voltage shall be given in the detail specification.

The switching polarity shall comply with the detail specification.

current through, and the voltage across, the contact during~qperati the test

The wi;l.ng of the control, measuring and indicating devices shall not_k i i nce the
points mpay be switchable for this purpose.

7.22.4 | Procedure

The tes{ shall be performed under standa

The ope¢rate energization of the test coi e of the
reed switches to be tested. The retease energization shall be zero, unless ofherwise
prescribed in the detail specification. om: 10;

12,5; 16; 20; 25; 50 and 60\opera e detail
specification.

The pulse patter unless
otherwige presc

The sodrce for inp ce.

The tes parallel,
with pr ents to
suppre b detail

specific

Each sitch jsha ¢ connected to a separate load with or without additional |contact
protectipn;{as prescribed in the detail specification.

NOTE 1 A relay may be considered as a test system for the purposes of endurance testing.

Each switch shall be tested for failure to make and failure to break at each operation, unless
otherwise prescribed in the detail specification. This test may be done by measuring the
voltage drop across the switch under normal load conditions.

The measuring period 74, for failure to make, starts at a time ¢, after the start of the coil
energization.

The measuring period 7,, for failure to break, starts at a time ¢, after the end of the coil
energization.

The times ¢4, t,, 74 and 7, shall be given in the detail specification.
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At intervals prescribed in the detail specification, the contact circuit resistance of each contact
shall be measured according to the method in 7.7, excepting that the measuring period shall
start at time ¢5 and shall last 73, as given in the detail specification and the energization shall
be 150 % of the must-operate energization value.

The integration times of the measuring device shall be shorter than 7y, 7,, and 73 respectively.

The integration time is the time required by the monitoring device to register the mean value
of a signal. In the case of an input step voltage at the failure criteria level, it is the time
required to register a failure.

The loa
shall be

the curr
point m

The wirEg of the control, the measuring and indicating devices sha

termina

impedance Zg so that the following conditions are

Zy < 0,0

If sever
voltage

The tole
of 2 %

If the s

NOTE 2
conditiong
loads will

7.22.5

The

as short as possible.

nt through and the voltage across the switch during op
y be switchable for this purpose.

P 7 of the load up to 1 MHz (see 7.3).

rance on the voltage source shall ma i y'of £10 % on 30 mV and a m

stivé Ioads<(sge Table 2)

e loads

nfluence

he test

ith one
i surge
bad and

e same

aximum

ould by

milar test
separate

bllowing

load, including the connection wires, shall have a maximum rise time of 0,

us, an

indu

ctance <10~4 H and a capacitance <50 pF. (Overshoot under consideration.)

If more stringent test conditions are required, these shall be prescribed in the blank detail
specification.

The test point of the measuring and indicating device should be connected to the switch
under test via a resistor >50 kQ.
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Voltage of Current through
Type of voltage output source closed contacts
\ mA
DC 0,03 1
0,03 10
0,10 1
5 5
5 10
10 100

R

230

230

NOTE Preferred loads are underlined.
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b) Combined loads (e.g. for telephony applications)

The source for output energization shall supply a DC voltage. The load shall consist of a
resistive load combined with a cable or contact protection or both connected. The cable
shall fulfil the requirements of the relevant IEC 60096 publication. The resistor and the

—47 —

connection wires shall fulfil the requirements under a) above.

Combined loads of this section are derived from Table 3 in conjunction with cables chosen

from Table 4.

Table 3 — Loads

Voltage of Current through
output source closed contacts
vV DU mA
12 10 /\(
24 50
50 50
50 100
N
60
100 /‘50\
NOTE Preferred loads are underlir(ed.ﬂ

ble Cables
Cable No. Cable type Kdewm Ze Lenrgths
i 50 1310 100
75 1310100
100 1310 100
140 1310100

NOTE 1

Preferred cables a

extr,

\b{e/léngths are underlined for reed switches.

inductance should be avoided by, for example, the use



https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

c)

— 48 —

Inductive loads

62246-1 © IEC:2011

Loads corresponding to utilization categories given in IEC 60947-5-1. For electrical endurance

tests for contacts rated according to utilization categories given in

dura

bility tests defined in IEC 60947-5-1 apply.

Table 5 — Making and breaking capacity for electrical endurance tests

IEC 60947-5-1,

Current Classification Making Breaking
AC inductive 1 U cosQ 1 U cos@
load (contactor
AC coil, solenoid a a
e 1017 U, 0,7 I, U, 0,4
4 /
DC inductive | I U To o5 I U A T&\
load (contactor ’
DC coil, solenoid I U 6xP° I GORE
valve) ® e & <P & e A
I, is the rated operating current I is the switc 'ng\ca% \>
U, is the fated operating voltage U is the switching vqltag
Pis U, x [, steady-state power in watts
Ty 95 is the time to reach 95 % of the steady-state current, in milliseconds
@ The dower factors indicated are conventional values n@e r only\{n tMrcuits in which |electrical
charagteristics of coils are simulated. Reference is made tg fact for Gircuits with a power facfor of 0,4,
shunt [resistors are used to simulate the dampi t ntlosses
b For D[ inductive loads provided with a swi an egonomy resistor, the rated |operating
currer|t shall be equal to at least the highest making
€ The value “6xP” is derived from an empiricél relatiqnshi gte for most DC inductive loads up|to P = 50
W, where 6xP = 300 ms. Loads with a rated power aove 80 W ¢an be considered to comprise sma|l loads in
parall¢l. Therefore, 300 ms js a upp}a’F‘le!t\i dependent of the power value.
Recommgnded values for U N \)\/
AC: 12V fms, 24 V rn 50 V , 120 V rms, 200 V rms, 220 V rms, 230 V rms, 240 V rms,
380V rmg, 400V r 8 s, 600 V rms
DC:12V,)|24V, 48V, , 200V, 220 Vv, 250 V.
Recommgnded v.
1 mA; 10 mﬁ;\1 ; 0mA; 0,3A;05A;1A;2A;3A;5A.
d) Inrush current]oa
The cirduits“for capacitive and filament lamp loads are described in Annex D.
7.22.6 Requirements

Any single switch shall be considered to have failed (become a 'defective') when a definitive
failure occurs during the specified number of operations. Thus for the purpose of the
endurance test, the end of life of a switch (a 'defective') occurs when a definitive failure has
been assessed before the number of operations specified for that test has been completed.

A definitive failure occurs in one single switch when the number of failures registered is equal
to or greater than a specified number. These failures may be specified in each of the following

categori

a) failu
b) failu
c) failu

es:

re to make;
re to break;

re to meet the contact circuit resistance requirements;
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d) any combination of a), b) and c), as prescribed in the detail specification.

7.22.7 Information to be stated in the detail specification
a) Energization conditions
— test coil number selected from the list given in Annex A;
— coil suppression, if applicable;
— frequency of operation;
— duty cycle if other than 50 %;
— polarity, when applicable.
b) Load conditions

br resistive loads: voltage and current selected from Table 2;

br resistive loads combined with cable discharge: voltage 2 ed from

f
f
Table 3; cable selected from Table 4 together with the prefe
— fprinductive loads: voltage and current selected from Tab

— Horinrush current loads: see Annex D.
c) Failyre criteria

— the total number of operations required;

— rponitoring during test:

od limits for: failure to make¢.... Q
failure to break: .... Q,
4 monitoring times: ¢4, 74, iy,

d the number of fai
test;

d numberef
4 monito i

failure

definitive failure of that switdh in the

€;

es of a

ed;

nctional
lues as
h in the

— raenitoring for bridging for form C contact or transfer for form D contact: if presgribed in
the detail specification (not applicable for form A and form B contacis):

e monitoring time,
e monitoring interval;
— measurements before and after endurance test:

maximum permissible change in contact circuit resistance (mQ) and in functional
values (A x turns) or limiting values of contact resistance and functional values as
prescribed in the detail specification, making a definitive failure of that switch in the
test.

NOTE Defective switch: A defective switch for this endurance test is a switch which has at least one
definitive failure in the different modes of measurement such as monitoring during test, periodic
measurements, measurements before and after endurance test. Results of monitoring have priority over
the periodic measurements in assessment of definitive failure.

d) Application:
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— any other types of application shall be based on agreement between manufacturer and
user, but information given in the manufacturer’s catalogue or tender may constitute
such an agreement.

7.23 Mechanical endurance

7.23.1 General test arrangements

Most of the endurance testing equipments are built corresponding to the block diagram of
Figure C.2 with no load applied to the contacts. Furthermore, the general test arrangements
mentioned in 7.23.3 remain valid.

7.23.2 Procedure

The tes{ shall be performed under standard atmospheric conditions.

The opg¢rate energization of the test coils shall be 150 % of the lu@ of the

reed swjtches to be tested.
The reldase energization shall be zero, unless otherwise pf i ication.

The frequency of operation shall be selected fro pns per

second.| The pulse pattern shall be a rectangula unless
otherwige prescribed in the detail specifi

The sodrce for input energization should\be awo S ' ce.
The tes ¢ parallel,
with precautions agains . ents to
suppresis or reduce unwe y S i dee b detail
specification.

Each switch sh e ailure_tospfake and failure to break at each operation by
measuring the conta i Sy in7.7.
The me the coil
energiz

The me the coil
energiz

The times¢i4-1,, 74 and 7, shall be given in the detail specification.

At intervals prescribed in the detail specification, the contact circuit resistance of each switch
shall be measured according to the method in 7.7, excepting that the measuring period shall
start at time 75 and shall last 13, as given in the detail specification and the energization shall
be 150 % of the must-operate energization value.

The integration times of the measuring device shall be shorter than z;,7,, and 73 respectively.

The integration time is the time required by the monitoring device to register the mean value
of a signal. In the case of an input step voltage at the failure criteria level, it is the time
required to register a failure.

NOTE This procedure only describes tests for the make contact. If the break contact is tested, similar tests should
be described in the detail specification.
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7.23.3 Requirements

Any single switch shall be considered to have failed (become a 'defective') when a definitive
failure occurs during the specified number of operations. Thus for the purpose of the
endurance test, the end of life of a switch (a 'defective') occurs when a definitive failure has
been assessed before the number of operations specified for that test has been completed.

A definitive failure occurs in one single switch when the number of failures registered is equal
to or greater than a specified number. These failures may be specified in each of the following
categories:

a) failure to make;

b) failufetobreak;

c) failufe to meet the contact circuit resistance requirements;

d) any pombination of a), b) and c), as prescribed in the detail speg

7.23.4 | Information to be stated in the detail specification
a) Energization conditions
[est coil number selected from the list given in Anne
Loil suppression, if applicable;

1
(

— Hrequency of operation;
Duty cycle if other than 50 %;
A

— PRolarity, when applicable.
b) Failyre criteria
— The total number of
—

€,

es of a

Hich functional values (A x turns) shall be measurgd;

change in contact circuit resistance (mQ) and in functional
gr limiting values of contact resistance and functional values as
detail specification, making a definitive failure of that switgh in the

- N S before and after endurance test:

rmaximum permissible change in contact circuit resistance (mQ) and in functional
values (A x turns) or limiting values of contact resistance and functional values as
prescribed in the detail specification, making a definitive failure of that reed switch in
the test.

NOTE Defective switch: A defective switch for this endurance test is a switch which has at least one
definitive failure in the different modes of measurement: periodic measurements, measurements before
and after endurance test.

7.24 Maximum cycling frequency
7.24.1 Procedure

NOTE The result of the maximum cycling frequency measurement upon a switch in a test system depends not
only on the switch itself but also on the test system and the impedance of the total circuit in the operate and
release positions.

The test circuit of 7.11 shall be used.


https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

-52 - 62246-1 © IEC:2011

The test system shall be energized from an adjustable DC energization supply via a bounce-
free device with a high open-circuit impedance and without any damping circuit.

The cycling frequency of the bounce free test system driving device shall be increased
continuously from a minimum cycling frequency of 10 operations per second, unless otherwise
prescribed, to the maximum cycling frequency stated in the detail specification.

The switch shall fulfil the specified requirements throughout this frequency range.

The following checks shall be made:

a) operation and release of the switch;

b) bridJ;ing or transfer time (form C and form D contacts);

c) bounce time.

Discontinuities of less than 10 us may be ignored unless otherwjs

7.24.2 | Requirements

Within the total frequency range, the switch shall opg
bridging time and bounce time shall be within specified lj

7.24.3 | Information to be stated in

a) Transfer time: minimum — maximumy

b) Bridging time: minimum — maximu
) Bounce time: maximu
d) Tesflcoil (see Annex A)
) Tesf circuit descrip

f) Duty cycle. Q
g) Max|mum cyclitg

7.25 S

7.25.1

The tes under standard atmospheric conditions.

The tes
prescrib

I surgesyoltage

(see IEC 61000-4-5) shall have a value of peak voltage (V4 as
ed in_the deta :

specification, the value shall be selected from those stated in 4.10

—  between-the terminals of a make switch in the release pneifinn;

— between the terminals of a break switch in the operate position;

— across the switch in the open position unless otherwise prescribed;

— during a specified number of pulses with a prescribed interval between these pulses, as
prescribed in the detail specification.

Measurement shall take place after preconditioning as prescribed in the detail specification
(number of hours in darkness, screening from radiation).

7.25.2 Requirements

The leakage current through the reed switch shall not exceed the value specified in the detail
specification.
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7.25.3 Information to be stated in the detail specification
a) Preconditioning
b) Vpeak
— 141 (pulse rising edge)
— 1, (pulse decreasing edge)
c¢) Number of pulses
d) Specified interval between the pulses
e) Series resistor value or network (see Note below)

f)  Number of hours in darkness

g) Leakage current

NOTE A|recommended network for telecommunications is defined in ITU-T Recompiehdation K.

7.26 Making and breaking capacities
7.26.1 | General test arrangements

The tests are intended to verify that the contact is gapabte 0 ing’ its intended duty

according to the classification and verified switching/ove

The tes{ arrangement is shown in Anngx C.

7.26.2 | Procedure
The tes

The operate energization\of thg i alue or
spegified value of ti :

The reldase ene{i\}ati
7.26.3 | Require

a) For

ication.

ation in

ave the performance stated in the corresponding classificfation in
ng any failure.

7.26.4 | Information to be stated in the detail specification

a) Energization conditions
— test coil number selected from the list given in Table A.1;
— coil suppression, if applicable;
— frequency of operation;
— duty cycle if other than 50 %;
— polarity, when applicable;
b) Load conditions
— voltage, current and load constant selected from Tables 6, 7 and F.1;
c) Failure criteria (see 7.22)
— the total number of operations required;
— monitoring during test:
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e limits for: failure to make: ...... Q,
failure to break: .... Q,
e monitoring times: ¢4, 74, {5, 7o,

e the number of failures in one switch making a definitive failure of that switch in the
test;

periodic measurements (see 7.7):
e number of operations at which contact resistance measurement shall be done,
e monitoring times: ¢3, 73

e failure limit for contact resistance and number of contact resistance failures of a
SWILCH, mMaking a detinitve Taliure or that SwWItCh In the test,

monitoring for bridging for form C contact or transfer for form D £ontagct: if presgribed in
the detail specification (not applicable for form A and form B cts)

@6@

¢ monitoring time,

¢ monitoring interval.

24
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Table 6 — Verification of making and breaking capacity
under normal conditions

Making Breaking Number of cycles and frequency
CIafiii:‘ica' Number of Frequency Duration of
umber o energization
1, | UlU, | cose 11, cosQ cycles (cycles per gizatl
minute) (s)
AC 10 ¢ 0,3 1 0,3 50 6 0,05
inductive b
load 10 |1 0.3 1 03 10 > 60 0,05
(°°2;?I°t°’ 10 |1 0.3 1 0.3 990 60 0,05
solenoid 10 1 0,3 1 0,3 5000 6 0,05
valve
Total number of cycles 6 050 \
Numb, FrRafRLsy D f
umbger uration o
Mg | UlUg | To g5 M, To.95 cycle %' sPp energization
\ ut
DC 1 ¢ 6xP? 1 6xP? }8\\ 6 > T} o5
inductiye ™ '
load 1 1 6xP° 1 6xP 10 >\go To 06
(contactor Iy 14 6xP* |1 skt (oo o6 To o5
solenoid
valve 1 1 6xP° 1 (\ (\\6x%a 5@ ‘\> 6 Ty 05
Total number of cycles 050

I, is the rated operating current

U, is the fated operating voltage

Pis U, x [ steady-state power iq wa

T,

0.95 is the time to reach 95[%\0f th stead)(—?t{te ¢

he switching current

\%

he switching voltage

&  The value “6 x

6 x P|= 300 ms

P With maximum p

°  The tdst is carrie

erpiis

derived from ame

Therefore, 300 msNs

ip appropriate for most DC inductive loads up to P = 50 W, where
Ve 50 W can be considered to comprise small
of the power value.

oads in parallel.

Utilizati
requirer

N\

relevant
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Table 7 — Verification of making and breaking capacity under abnormal conditions

Classifica-
tion

Make

Break

11

ulu,

e

cos@

11

ulu,

e

cosQ®

Minimum on-time

cycles (at 50 Hz
or 60 Hz)

Making and breaking
operations

Number

Rate per
minute

AC
inductive
load
(contactor
coil,
solenoid

10

1.1

0,3

10

1.1

0,3

10

valve)

11

ulu,

TO,95

11

ulu,

TO,95

DC
inductiye
load
(contactor
coil,
solenoid
valve)

1,1

1.1

6xP?

X

>\)

I is the rated operating current

U, is the fated operating voltage

Pis U, x|l steady-state power in watts

To,e5 is thg time to reach 95 % of the steady-stat cur(’e‘m\in

1 [~istthe\switching current

v

is the switching vol

(
X
&9

tage

®  The vilue “6 x P” is derive

where[6 x P = 300 ms.
Therefore, 300 ms is an|up

nt okthe power value.

ppropriate for most DC inductive loads|up to P = 50 W,

. %{e bove 50 W can be considered to comprise smalllloads in parallel.
i indegpen

Utilizati
relevant

7.27 (
7.271

The swi

IEC 60947-5-1 may also apply; in such case$ all the

EC 60947-5-1 shall be fulfilled.

The test arrangement is shown in Annex E.

The details of the specified short-circuit protective device shall be stated by the manufacturer
unless specified in the detail specification.

7.27.2 Procedure

The test shall be performed under standard atmospheric conditions.

The operate energization of the test coil shall be at 150 % of the must-operate value. The
release energization shall be zero, unless otherwise prescribed in the detail specification.
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7.27.3 Requirements

The switch shall endure the stress generated from the short-circuit current under specified
conditions. The switch may be operated several times before test, at no load or at any current
not exceeding the rated current. The test shall be performed using the circuit as shown in
Annex B with the switch under test in the closed position.

The test is performed by applying the current three times at random times by operation of the
separate switching device and the current shall be maintained until the short-circuit protective
device (SCPD) operates. The SCPD shall be reset or replaced after each test.

The switching device shall be in series with the switch. The time interval between three tests
shall be[mot1ess than 3 min. The actual tme ntervar shalt be stated n the/testkeport.

After the rated conditional short-circuit test, the switch shall satisf 5 of the

following tests.

a) Visdal inspection (7.4)
b) Fungtional tests (7.5)
c) Dielgctric test (7.8)

7.27.4 | Information to be stated in the detail specifiCation
a) Enefgization conditions

— tpst coil number selected fron
gpplicable.

iven'\in Table A.1, coil suppregsion, if

b) Shoft-circuit current and time.
c) Operation of SCPD: I’¢
7.28 Contact reliabil
7.28.1 | General

The relipbility te@

detail specification«

» of the reed switches under conditions statgd in the

NOTE Wji ’ S ent and assessment of reliability data for reed switches, reference if made to
IEC 6181

The relfability< t aites random failures including those occurring in the range of
minimur atidnakvoltage and current.

An example of a block diagram for reliability testing equipment is shown in Annex G.

The wiring of the control, the measuring and indicating devices shall not effectively influence
the current through and the voltage across the switch unit during operation.

7.28.2 Procedure

The test shall be performed under standard atmospheric conditions.

The operate energization of the test coils shall be 150 % of the must-operate value of the
switches to be tested. The release energization shall be zero, unless otherwise prescribed in
the detail specification. The frequency of operation shall be selected from 4.2.

The pulse pattern shall be a rectangular waveform with a duty cycle of 50 % unless otherwise
prescribed in the detail specification.
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The source for input energization shall be a voltage source with low internal impedance.

The test coils in which the switches are mounted shall be energized individually or in parallel,
with precautions against interactions. When coil suppression (electrical components to
suppress or reduce unwanted transients) is used, it shall be described in the test report.

Each switch shall be tested for failure to make and failure to break at each operation unless
otherwise prescribed by measuring the voltage of the load according to 7.28.4.

The measuring period z4, for failure to make, starts at a time ¢, after the start of the coil
energization.

The mefsuring period 7,, for failure to break, starts at a time 7, after|the end,of.|the coil
energization.

The times ¢4, 15, 74 and 7, shall be given in the detail specification

At interyals prescribed in the detail specification, the contg e of each switch
shall belmeasured according to the method described i j period
shall start at time ¢35 and shall last 73, as given in the/detail speei gization
shall be[ 150 % of the must-operate energization val

The intggration times of the measuring ctively.
NOTE T signal. In
the case

The loafd shall be switched © 6 ) i . iri ds shall

7.28.3 | Requirements
Any single SW|tch{> L
failure
reliabilit]

ave failed (become a 'defective') when a definitive
ber of operations. Thus, for the purposeg of the
tch (a 'defective') occurs when a definitive failure has

been ag operations specified for that test has been complgted

A definifiy in one switch when the number of failures registered is equal to or
greater [h R ifted nuynber. These failures may be specified in the following categories:
a) failu

b) failurelto break;

c) failure to meet the contact circuit resistance requirements;

d) any combination of a), b) and c), as prescribed in the detail specification.

7.28.4 Information to be stated in the detail specification
a) Energization conditions:
— test coil number selected from the list given in Table A.1;
— coil suppression, if applicable;
— frequency of operation; see 4.2;
— duty cycle if other than 50 %;
— polarity, when applicable.
b) Load conditions:

— for switching loads: voltage and current; minimum operational voltage and current.
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c)

Failure criteria (see Annex G):

-t

he total number of operations required;
— monitoring during test:
limits for: failure to make: ...... V,
failure to break: ...... V,

monitoring times: ¢4, 7y, t5, o,

the number of failures in one switch making a definitive failure of that switc
test;

— periodic measurements:

q

ﬂ)rescribe

number of operations at which contact resistance shall be meagured;
monitoring times: 3, 73

failure limit for contact resistance and number of contd

values (A x turns) or limiting values of co iSte \d fuhctional vé
prescribed in the detail specification, making initi e of that switg
test;

onitoring for bridging for form

monitoring time,

monitoring interval;

lues\ of contact resistance and functional v3

est.

ication:

ven in the manufacturer’s catalogue or tender may cq

ssessment ofdefinitive failure.

7.29 Temperature rise

7.29.1

Procedure

The limiting continuous current stated in 4.5 shall be applied for the specified duration.

h in the

[es of a

number of operations at which functional values ( ‘ S ed;

nctional
lues as
h in the

nctional
lues as

ication making a definitive failure of that switch in the

shall be based on agreement between manufactdrer and

nstitute

re in the
urements

d_after xeliability test. Results of monitoring have priority over the periodic measur¢gments in

The length of wire connected to each terminal shall be 1 m and, unless otherwise stated, the
cross-section of the wire shall be determined according to the load current (see IEC 61810-1).

7.29.2 Requirements

The temperature rise shall not exceed 45 K unless otherwise specified in the detail
specification and shall not cause any damage to the reed switch (see IEC 61810-1).
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After the temperature rise test, the switch shall satisfy the requirements of the following tests:

a) visual inspection (7.4);
b) functional tests (7.5);
c) contact circuit resistance (7.7).

7.29.3

Information to be stated in the detail specification

a) Energization condition:

test coil number selected from the list given in Table A.1, coil suppression, if

applicable.

b) Testcurrent:

c) Measurement positions.

d) Measurement duration.

e) Maximum temperature rise if less than 45 K.

7.30 Making current capacity test

7.30.1

An exan

The freq
rated m
by the manufacturer.

7.30.2

The tes{ shall be perfor

The opeérate energizat
release|energiza s

7.30.3

Any sin

failure

endurar

General

Procedure

been as| : gfoxethe number of operations specified for that test has been compl

A definitive failure ©

urs in one single switch when the number of failures registered

ent and
b stated

ue. The

efinitive
of the

ure has

bted.

is equal

to or greater than a specified number. These failures may be specified in each of the f
categories:

bllowing

a) failure to make;

b) failure to break;

c) failure to meet the contact circuit resistance requirements.

7.30.4

Information to be stated in the detail specification

a) Energization conditions:

test coil number selected from the list given in Table A.1;
coil suppression, if applicable;

frequency of operation;

duty cycle if other than 50 %;

polarity, when applicable.
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b) Making load conditions:
— for inductive loads: see Annex H.
c) Failure criteria:
— the total number of operations required;
— monitoring during test:
e limits for: failure to make and failure to break: ...... Q,
e monitoring times: ¢4, 74,

e the number of failures in one switch that result in a definitive failure of that switch
in the test;

— deriodic measurements:

¢ number of operations at which contact resistance shall be asur

9 monitoring times: ¢, 73,

o failure limit for contact resistance and number of 3 i ilures of a
— ronitoring for bridging for form C contact or transferfor T ribed in

¢ monitoring time,

¢ monitoring interval,

¢ maximum permissible changein conta esistance (mQ) and in fuhctional
values (A x turns) or limiting es ofCO resistance and functional values as
prescribed in the detail spec'fica‘ma ing. &’definitive failure of that swit¢h in the
test.

d) Application:

— gny other typeslof applica
yser, bu mation give
duch an agree .

7.31 Breaking ¢

e.based on agreement between manufactlirer and
e Yaanufacturer’s catalogue or tender may cgnstitute

7.31.1

An exan ‘ ement and the test sequence are shown in Annex |.

The fred
rated breaking voltage
by the npanufacturer.

ation, load condition, numbers of operations, rated breaking current and
shall be as specified in the detail specification unless otherwisg stated

7.31.2 Procedure

The test shall be performed under standard atmospheric conditions.

The operate energization of the test coil shall be at 150 % of the must-operate value. The
release energization shall be zero, unless otherwise prescribed in the detail specification.

7.31.3 Requirements

Any single switch shall be considered to have failed (become a 'defective') when a definitive
failure occurs during the specified number of operations. Thus for the purpose of the
endurance test, the end of life of a switch (a 'defective') occurs when a definitive failure has
been assessed before the number of operations specified for that test has been completed.
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A definitive failure occurs in one single switch when the number of failures registered is equal
to or greater than a specified number. These failures may be specified in each of the following
categories:

a) failure to break;

b) failure to make;

c)

7.31.4

a)

c)

failure to meet the contact circuit resistance requirements.

Information to be stated in the detail specification

Energization conditions:

Breaking load conditions:

Fail

test coil number selected from the list given in Table A.1, coil suppression, if
gppitcante;

ffequency of operation;
duty cycle if other than 50 %;
polarity, when applicable.

t[yr inductive loads: see Annex [;
re criteria:

the total number of operations required;

rmonitoring during test:
o limits for: failure to break
4 monitoring times: ¢5, 7,

h in the
test;

periodic measu

d number . of operatio

monit@> i

monitoring fe i qr form C contact or transfer for form D contact: if presgribed in

e,

es of a

measurements/before and after endurance test;

o “Maximum permissible change in contact circuit resistance (mQ) and in fuhctional
values (A x turns) or limiting values of contact resistance and functional values as
prescribed in the detail specification making a definitive failure of that switch in the
test.

Application:

any other types of application shall be based on agreement between manufacturer and
user, but information given in the manufacturer’s catalogue or tender may constitute
such an agreement.
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Annex A

(normative)

Standard test coils for reed switches

do

rleaf)

IEC 252/11

. Winding length \bm er/6f turns co':)c;)r::rwilre Nc_)m nal
Teilto‘_:m (£0,1 mm) (3T turn) diameter @ resistance
mm Q]
1 5000 0,063 (0,060) 600
2 5000 0,080 550
3 5000 0,040 1145
4 2900 0,056 305
5 10 000 0,063 19p0
6 10 000 0,032 4 5p0
7 5000 0,071 (0,070) 450
8 5000 0,071 470
9 19 42 10000 0,032 3500
10 19,05 4,32 10 000 0,032 3 500
11 19,5 4,32 10 000 0,040 2 500
12 20,5 4,3 10 000 0,080 1000
13 21 4,6 5000 0,071 (0,070) 500
14 23 5,5 10 000 0,080 1000
15 25,4 6,8 10 000 0,040 3420
16 25,4 7,6 10 000 0,071 1500
17 25,4 8,75 5000 0,101 385
18 32,51 5,54 10 000 0,071 1400
19 43 9,35 10 000 0,127 630
20 43 11,1 10 000 0,127 820
@  Winding copper wires conforming to IEC 60317-1 (Grade 1).
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Table A.1 — List of standard test coils

L Inside coil .
Wmdmg length diameter Number of turns co":)c:)r::r:l?ilre Nominal

Test coil d (£1 turn) . a resistance

No. (£0,1 mm) (£0,1 mm) diameter

mm mm mm Q

21 48,2 7,3 10 000 0,090 1000

22 54,5 5,9 10 000 0,100 670

23 1n,n Q"! 1nnnn n,»iln 12.5

24 28,3 7.4 10 000

25 33,5 10,5 3000

26 48,2 14,2 10 000

27 25,4 8,05 1100

28 26,6 6,2 9 500 <

29 36,3 7,2 10?,-\

30 28,2 13,8 5200
@  Winding copper wires conforming to IEC 60317-1 (Gra(}e—ﬂ\)\)/ 2
The cer ofsthe switch envelope shall coincide unless
otherwis
The coi buted uniformly throughout the lg¢ngth of
the coil).
The insi bed in the detail specification.
It is red hevcoil frame be chosen so as to be non-magnetic and
electrica have/nearly the same coefficient of expansion as the wires
used in
Damagg oil by\temperature rise due to the energization shall be avoided.
ldeal sq
The ide@al 6olenoid is a cylindrical coil of which all the turns are assumed to be in planes

normal {oan axis and equally spaceada.

This coil gives a homogeneous field.

Dimensi

— inside coil diameter: 80 mm minimum;

ons of the coil:

— length of the coil: minimum 9 times the inside coil diameter.

The results obtained by using such a coil are directly given in S| units (A/m).

This coil shall be used for the calibration of the small coils.
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Annex B
(normative)

Test systems

Two test systems are defined:

— system 1 with electromagnetic biasing;
— system 2 with permanent magnetic biasing.

System|1
The sysftem is shown in Figure B.1.
Test cois are chosen from Table A.1.

System| 2
The sysftem is shown in Figure B.2.
Test coifl is chosen from Table A.1.

Coil L

Coil M

Figure B.1 — Test system 1

N S LxLNS

IEC 253/11

Coil M

IEC 254/11

Figure B.2 — Test system 2

Coils M, L and R if applicable are chosen out of Table A.1.
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Dimensions and additional details on test system construction are to be given in the detail
specification.

Conditions of testing
Test procedures

System 1

The test procedures for sensitivity, timing and other tests where applicable shall indicate the
energization of the three coils M, L and R.

System| 2

The tes} procedure for sensitivity, timing and other tests where icate the

energization of test coil M.

If a relay construction is chosen as a test system, full d e \gi in the detail
specification. If the relay coil is only defined by the coil > ipns, the
limits of|the functional values of the contact units shall be
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Annex C
(informative)

Electrical endurance test circuit

A generalized endurance test circuit is given in Figure C.1 and a functional block diagram in
Figure C.2.

Load selection switch, position 1: Make test when different load (inrush current) is needed.

Load selection switch, position 2: Make and break (or cyclic) tests with same lo

Isolating switch: Used to connect/disconnect the load circuit, indepghdent of\thexswitgh under
test.

Reed switch under
Isolating switch

O/

Break or cyclic tests

(]

x X Xp

> .

IEC 255/11

Figure C.1 — Generalized endurance test circuit
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Measuring and ~ [€ -~~~ - ------------------ A
indicating device

Switching
el e I e N ISR U
energizafion control) coil(s)
device under test
A A

Cont,

deyice <

N

ional block diagram

IEC 256/11
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Annex D
(informative)

Inrush current loads

D.1 Filament lamp loads

The load circuit should be in accordance with Figure D.1, unless otherwise specified.

Test defaitsshoutdbe as specified by the mmanufacturer:

Lam
Isolation switch Ry
]
o

N
- %& e ||
S

=1

IEC 257/11

D.T - Circuit for filament lamp load

D.2 (s

The load circuit

—fn J_1 ) £ -
C dS SPEUlIiicu Uy Ui 1midimuradCuidrer.

g

Test detaits—shoutd
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Reed switch under test R
2

o o

Isolation switch

<:> s ks —

L Ko

IEC 5%\/

Figure D.2 — Example for capaciti

&
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Annex E
(informative)

Conditional short-circuit current test circuit

SCPD as specified
—Meding-switeh v & by the manufacturer

—
o I s M ey

Prospective current 1 000 A
Power factor 0,5 to 0,7
or as specified by the manufacturer

SCPD: shprt-circuit protective device (e.g. fuse)

Figure E.1 — Conditional short-ci nt te cuit

st

9/11
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Annex G
(informative)

Example of test arrangement for contact reliability test

i Standard
: coil

i Reed switch | i Monitoring

' under test ! relay !

: \o : Contact i

E ' € ~o— ONZhee:

' ?i;aratg\

Power : . ! ~
source for ||! ' : /\ \
contact load|| : . N

i : Load ! ORE check ]

: ' i omparats

: : " Limitfor

: L1 failure to

NS

Reed switc&ﬁdﬁr test \/
Monitpring relay f@@

Monitofi e@h& > [ ]
RNV

4] 71

A
\ 4

A
\ 4

IEC 260/11

Figure G.1 — Contact reliability test circuit

The measuring period z4, for failure to make, starts at a time ¢, after the start of the coil
energization.

The measuring period 7,, for failure to break, starts at a time ¢, after the end of the coil
energization.

Where not stated in the detail specification, the relationship between the operational voltage
and limits for failure to make and break should be based on agreement between manufacturer
and user, but information given in the manufacturer’s catalogue or tender may constitute such
an agreement.
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Annex H
(informative)

Example of test arrangement for making current capacity test

Test details shall be specified by the manufacturer.

Isolation switch |X|
o <<
=

Reed switch under test

@\
t capa

G IEC 261/11
Figure H.1 — Making n ity test circuit
The tes{ sequence is given in Figure H{(2. “

T~
\

N

Making current waveform

Voltage between contact blades

IEC 262/11
Figure H.2 — Making current capacity test sequence

The measuring period 74, for failure to make, starts at a time ¢, after the start of the coil
energization.


https://iecnorm.com/api/?name=98017fcddd54343f97ee2dd7fd502abb

62246-1 © IEC:2011 - 75—

Annex |
(informative)

Example of test arrangement for breaking current capacity test

Test details shall be specified by the manufacturer.
Isolation switch |X|
o >

=

Reed switch under test

The tes

Breaking current waveform

Voltage between contact blades

IEC 264/11

Figure 1.2 — Breaking current capacity test sequence

The measuring period 7,, for failure to break, starts at a time z, after the end of the coil
energization.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONTACTS A LAMES SOUPLES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organlsatlon mondiale de normalisation

Compx DUU uv |v||ov|||uw UUb \.aUIIIII.Ub UIUL;I.IUI.UL;IIIIIL]USD IIdLIUIIdU)\ \UUIIIILUb IIdI.IUIId t . La CEI a
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres agti s Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des sibles au
public| (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Le iée a des
comites d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa iiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg articipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation on (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions a mesure
du pogsible, un accord international sur les sujets étudiés, ¢ € ités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les P aqdations int&rnationales et sont agréées
comm ‘ gnnablgs sont entrepris afin que la CEI
s'assy VA CEl nepeut pas étre tenue regponsable
de l'é par un guelconque utilisateur final.

4) Dans ! 'uni ité i i ités natiomatx de la CEl s'engagent, dans toute la
mesu i 2 i Publjcations de la CEl dans leurs publications
nationales et reglonales Toutes diverge ces Pubtications de la CEl et toutes pyblications
nationales ou régionales corrg én termes clairs dans ces derniéres

5) La CHI elle-méme ne fourn ¢ i ite. Des organismes de certification indg¢pendants
fournigsent des service 'éva : ité et, [dans certains secteurs, accedent aux mgrques de
confofmité de la CElI. 9 un des services effectués par les organjsmes de
certification indépegdants.

6) Tous les utilisat@n' € possession de la derniere édition de cette publicafion.

7) Aucurle responsabilifé a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y Comprs se exerts partictliers et les membres de ses comités d'études et de§ Comités
nation ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
dommfage de directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri$ les frais
de jusftice) nt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute qutre au crédit qui lui est accordé

8) L'atte i références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référepcées establigatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attenmti attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl pedvent faire
I'objet] et. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de fels droits
de brgvets et’de ne pds avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62246-1 a été établie par le comité d’études 94 de la CEIl: Relais

électriques de tout-ou-rien.

La présente norme annule et remplace la premiére édition de la CEl 62246-1 publiée en 2002
et la premiere édition de la CEIl 62246-2 publiée en 2007. Elle constitue une révision

technique.

La présente édition comporte les modifications techniques significatives suivantes par rapport

aux éditions précédentes:

— mise a jour des références et des termes et définitions;

— renumérotation des articles pour les mettre dans un ordre plus logique;

— ajout de spécifications génériques pour tous les types de contacts a lames souples, mais
les contacts a lames souples mouillés au mercure ont été retirés du domaine d'application

en raison de leur potentiel d'impact sur I'environnement;
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ajout de trois procédures fondamentales d'évaluation de la conformité pour I'évaluation de
la qualité;

amélioration des essais d'endurance électrique couvrant les charges de contact résistives,
inductives, capacitives et a lampe a incandescence;

renumérotation de toutes les annexes dans l'ordre dans lequel elles sont référencées
dans le corps de la norme;

amélioration des procédures d'essai;

ajout d'une nouvelle Annexe C (informative) pour le circuit d'essai de I'endurance
électrique, d'une Annexe D (informative) pour les charges de courant d'appel, d'une
Annexe E (informative) pour le circuit d'essai de courant de court-circuit conditionnel,
d'une Annexe F (informative) pour les caractéristiques électriques assignées basées sur

une d'essai
pou ple de
confliguration d'essai pour un essai de pouvoir de fermeture de nnexe |
(infg soupure
de dourant.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapportde e
94/314/FDIS ( 94(3273/R\ﬁ3\
g
Le rappprt de vote indiqué dans le tableau Ci information sur le vofe ayant

abouti & I'approbation de cette norme.

Cette puiblication a été rédigée selon lgs Di%if/
Les sp§ i 58S \spé ios intermédiaires (SS), les spécifications

particuli ivees-du present dogument ne sont pas encore disponibles et il
est pré 2 =1 (une spécification pour I'évaluation de la

qualité)

Une list ig” CEl 62246, présentée sous le titre général Qontacts
a lames r le site web de la CELI.

Les futy : e porteront dorénavant le nouveau titre général cité citdessus.
Le titre fg Xistant déja dans cette série sera mis a jour lors de la prochaine gdition.
Le comifté écidé que 1€ contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la|date de
stabilité ur ‘e site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch” dans les données
relatives &dapublication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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CONTACTS A LAMES SOUPLES -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 62246 qui est une spécification générique s'applique a tous les
types de contacts a lames souples, y compris les contacts a lames souples polarisés

magnét quement ayahnt une qualite assuree pour etre utiises dans des applic

et indusitrielles.

NOTE 1 |Les contacts a lames souples mouillés au mercure ne sont pas couverts
de leur pgssible impact sur I'environnement.

Elle énymeére les essais et les procédures de mesure qui p
utilisés dans des spécifications particuliéres relatives a d
présentg norme spécifie également les procédures ¢'é
suivies.

La présente norme s'applique aux con 3 i, sont manceuvrés
3 particulier de ch

champ
contactg.

NOTE 2 & t 8s souples, il est recommandé d'

présente

NOTE 3 |Les applications des ‘ ¢ =\l
spécifiqugs et I'utilisation dgNa série 4 ] i la conformité a ces normes.

NOTE 4 |Lorsque ¢ discoy
suivant I'qrdre d'auto ujva
a) la spégification partis

b) la spé

c) la spéifi

d) tous lg¢sa cuments infernationaux (par exemple, de la CEl) auxquels il est fait référence.

Le méme|ordre de-préséange s'applique aux documents nationaux équivalents.

ent étre couvertes par des normes ddg

nérales

yn raison

our étre
bles. La
ant étre

par un
brge de

utiliser la

produits

ht rangés

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels

amendements).

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEI 60068-2-1:2007, Essais d’environnement — Partie 2-1: Essais — Essai A: Froid

CEIl 60068-2-2:2007, Essais d’environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-6:2007, Essais d’environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibrations

(sinusoidales)
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CEI 60068-2-7:1983, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Partie 2-7:
Essais — Essai Ga et guide: Accélération constante

CEI 60068-2-11:1981, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-11: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

CEI 60068-2-13:1983, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-13: Essais — Essai M: Basse pression atmosphérique

CEIl 60068-2-14:2009, Essais d’environnement — Partie 2-14: Essais — Essai N: Variation de
température

CEl 60068-2-17:1994, Essais fondamentaux climatiques et de rob
Partie 2+17: Essais — Essai Q: Etanchéité

CEI 60068-2-20:2008, Essais d'environnement — Partie 2-20:
d'essai fle la brasabilité et de la résistance a la chaleur de bra

CEIl 600 : v Robustness of
termina : 9 i

CEIl 600
Chocs

{ guide:

CEl 600
cycliqug

: Essai

CEIl 600
essai cd

humide,

CEIl 600

CEl 604

CEl 609
commut]
commal

ents de
cuits de

IECQ 0
System)

(IECQ
t)

IECQ 001002-372005, 1EC Quality Assessment Systenm for Etectronic _Comporents (IECQ
System) — Rules of Procedure — Part 3: Approval procedures (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE Les définitions de termes ne figurant pas dans la présente norme sont données dans la série CEI 60050,
en particulier dans la CEl 60050-444.
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3.1 Termes et définitions des types de contacts a lames souples

3.11

type

produits ayant des caractéristiques de conception et des dimensions nominales similaires
fabrigués par les mémes techniques et s'inscrivant dans une gamme de caractéristiques
assignées spécifiées par le fabricant

NOTE Les accessoires de montage sont ignorés, a condition qu'ils n'aient pas d'effet significatif sur les résultats
des essais.

3.1.2
variante
variation au sein d'un type ayant des caracteristiques specifiques

3.1.3
contact a lames souples
ensemble contenant des lames souples de contact, en parti natériau
magnétique, hermétiquement scellées dans une enveloppe ehcommag en d'un
champ magnétique créé extérieurement (par exemple: ung antation appliquée
a une bpbine)

3.1.4
contact
contact|a lames souples, dans leq : ons est
obtenueg

3.1.5
contactl a lames souples pour service i
contact ja lames souples, tenue

NOTE Lgs lames ayant depg pi€ € i S at séparent

le chemin magnétique et le capacité
de commuitation. Q

3.1.6
contactl
contact| a
déterminant

relachemm

el _€st appliqgué un champ magnétique de polafisation,
es fonctionnelles et la position de fonctionnement et de

3.2 T : initiohs des valeurs de fonctionnement

3.21

position-ptréférentielle
position%wmmwmmalemem

réalisés, sauf spécification contraire

3.2.2

valeur assignée

valeur d'une grandeur utilisée a des fins de spécification, établie pour un ensemble spécifique
de conditions de fonctionnement

3.2.3
position de fonctionnement
position dans laquelle le contact a fermeture est fermé et le contact a ouverture est ouvert

3.24
position de relachement
position dans laquelle le contact a fermeture est ouvert et le contact a ouverture est fermé
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3.2.5

valeur de seuil de fonctionnement

valeur des champs magnétique et électromagnétique a laquelle le contact a lames souples
relaché fonctionne juste (voir Figure 1)

Champ magnétique
Valeur de saturation A

Valeur
caractéristique de

N P Valeur d’essai
non-relachement

de fonctionnement

Valeur de —_—
n-relachement \/aleur de.setil

=}

Valeur de seuil
de relachement
(spécifique a chaque
dispositif de contact)

Valeur de relachement ———=

IEC p45/11

Figure 1 - C

3.2.6
valeur d'essai de fonctionnement
valeur I|mite énoncée du ¢h

fonctionne (voir Figure 1)

souples

3.2.7

valeur de seuil dexela
valeur |du champ

fonctionnement rela

laquelle le contact a lames souples en

Q

valeur limi S W magnétique appliqué a laquelle le contact a lames souyples en

‘essai de ne
valeur limité énoncé

ples ne

3.2.10

valeur de non-relachement

valeur limite énoncée du champ magnétique appliqué a laquelle le contact a lames souples
reste en fonctionnement (voir Figure 1)

3.2.11

valeur de non-relachement caractéristique

valeur énoncée du champ magnétique appliqué au-dessus de laquelle le contact a lames
souples remplit les qualités spécifiées, par exemple résistance de contact, caractéristiques de
bruit, etc. (voir Figure 1)
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3.2.12

valeur de saturation

valeur du champ magnétique appliqué a laquelle le contact a lames souples n'est pas affecté
par une augmentation supplémentaire du champ magnétique appliqué (voir Figure 1)

3.2.13

rebondissement de contact

phénoméne qui peut se produire lors de la fermeture ou de I'ouverture d'un circuit de contact
lorsque les piéces de contact se touchent et se séparent successivement avant d'atteindre
leur position finale

3.2.14
différerjtiel magnétique (seulement pour les coniacis a deux directions)
différenge des valeurs de champ magnétique appliqué lorsque le cont
juste et]le contact a fermeture se ferme juste, ou vice versa

a ouvexture[s'ouvre

3.3 Termes et définitions liés aux temps de fonctionneme

3.31
temps de rebondissement
pour un| contact qui ouvre ou ferme son circuit, inte e le momept ou le
circuit ¢de contact se ferme ou s'ouvre pour la s fois™ ¢ elui ou le circuit est
définitivement fermé ou ouvert

3.3.2
temps de fonctionnement
intervalle de temps entre le moment d'z : contact
a lames|souples a I'état de relachement et 9 ortie (le
temps de rebondissement £

3.3.3

temps de relacheme

intervalle de te - ) champ magnétique spécifié est supprimé d'un
contact |a lames squple S - ! r circuit

de sorti
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Diagramme d’oscilloscope

0,62

0,35 —
0,25

0,62
0,50

0,35
0,25

IEC 247/11

b) Avec chevauchement

Alimentat|on\€n énergie de la bobine d'essai Elimination de I'énergie de la bobine d'essai

t1: temps application-ouverture t11: temps suppression-ouverture

t,: temps application-fermeture t1o: temps suppression-fermeture

t3: temps de transfert jusqu'au fonctionnement t13: temps de transfert jusqu'au relachement

t4: temps de chevauchement jusqu'au fonctionnement t14: temps de chevauchement jusqu'au relachement
ts et tg: temps de rebondissement t15 et t16: temps de rebondissement

Se référer aux Figures 5 et 6 pour la Iégende correspondant a V.

Figure 2 — Définitions des temps
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3.34

temps de transfert (contact de forme C)

intervalle de temps pendant lequel les deux circuits de contact sont ouverts (le temps de
rebondissement étant exclu)

3.3.5

temps de chevauchement (contact de forme D)

intervalle de temps pendant lequel les deux circuits de contact sont fermés (le temps de
rebondissement étant exclu)

3.3.6

temps application-fermeture
intervalle de temps enfre Tinstant d'application dun champ magnélique /au nfact p lames
souples|et l'instant de la premiére fermeture du contact a fermeture

3.3.7
temps application-ouverture

intervalle de temps entre l'instant d'application d'un champ
souples|et l'instant de la premiére ouverture du contact a qdv

h lames

3.3.8
temps Luppression-fermeture
intervalle de temps entre l'instant ot un champ
a lames|souples et lI'instant de la premi

contact

3.3.9
temps suppression-ouverture
intervall
a lames|souples et I'i

contact

3.3.10

temps de transfert jus
temps de transf
la positipn de rela

asse de

asse de

hement

passe de la position de relachement a la position de fonctionnement

3.3.13

temps de chevauchement jusqu'au relachement (contact de forme D)

temps de chevauchement pendant lequel le contact a lames souples avec chevauchement
passe de la position de fonctionnement a la position de relachement

3.3.14

temps minimal d'alimentation en énergie en fonctionnement

temps minimal entre l'instant de la premiére application d'un champ magnétique (a une valeur
énoncée) et l'instant de réduction de ce champ a la valeur de non-relachement caractéristique
pour assurer que le contact a lames souples est maintenu dans I'état de fonctionnement
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3.3.15

temps jusqu'a la position fermée stable

temps entre l'instant d'application d'un champ magnétique spécifié et I'instant ou le contact a
lames souples remplit les qualités spécifiées, par exemple, résistance de contact,
caractéristiques de bruit

3.4 Termes et définitions liés aux contacts

3.4.1

lame de contact

lame métallique fournissant les fonctions du circuit électrique ou du circuit magnétique, ou
bien les deux fonctions combinées comme dans le cas des contacts a lames souples secs

3.4.2
champ magnétique de polarisation

champ :lgagnétique continu visant a déterminer la position de foncti ition de
relachement du contact, qui peut étre réajusté pour former un con istable
NOTE Ppur les contacts bistables, les conditions de fonctionnement et i & cfinies dans
la spécifigation particulieére avec reference a la polarité du champ mag

3.4.3

champ magnétique appliqué

champ c¢réé extérieurement (par exemple, par u position

du contact

3.44
contact), polarisé mécaniquement

contact dans lequel la poI rlsatlon pur positions de fonctionnement et de

3.4.5

contactl a fermetuxe
contact |qui est
et qui est ouvert lo

champ magnétique

es souples est dans son état de fonctionnement
2s souples est dans son état de relachement, aucun

NOTE E| eht appelé cx o malement ouvert (NO).

3.4.6

contacf] 3 ct de forme B)

contact t lorsque le contact a lames souples est dans son état de fonctionnement

et qui ept fermétarsque le contact a lames souples est dans son état de relachement, aucun
champ rlnagnétique étant appliqué

NOTE Egalement appelé contact normalement fermé (NC pour Normally Closed ou bien NF pour Normalement
Fermé).

3.4.7

contact a deux directions (contact de forme C/O)

jeu de contacts qui contient un contact a fermeture et un contact a ouverture dans une seule
enveloppe, une lame de contact étant commune

3.4.71

contact a lames souples a deux directions sans chevauchement (contact de forme C)
contact a deux directions dans lequel le circuit du contact a ouverture s'ouvre avant que le
circuit du contact a fermeture ne se ferme
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3.4.7.2

contact a lames souples a deux directions avec chevauchement (contact de forme D)
contact a deux directions dans lequel le circuit du contact a fermeture se ferme avant que le
circuit du contact a ouverture ne s'ouvre

3.4.7.3

contact a lames souples a deux directions avec séquence de commutation non
spécifiée

(contacts de forme A et de forme B)

contact a lames souples a deux directions dans lequel la séquence de commutation peut étre
soit avec chevauchement, soit sans chevauchement

3.4.8
fréquerice maximale des cycles

nombre|maximal de cycles par seconde, auquel et en dessous duquel |
souples|continue de satisfaire aux spécifications

coptact & lames

3.4.9
échec de fermeture
état de défaut des contacts, indiqué par le fait que la résis ircuit di contact{dans le
disposit|/f dépasse une valeur spécifiée, pour un cha AgNe é, dans
une durge spécifiée

3.4.10
échec de coupure
état de
disposit
spécifié| dans une durée spécifiée

dans le
ppliqué

3.4.11
coincement de contac

échec de coupure.d'un
chimiques résid

jues ou

3.4.12

courant

valeur n rélation
avec un nditions
spécifiéps

3.4.13
courant :
valeur la.plus grande du courant électrique qu'un contact fermé est capable de suppprter en

3 3 . Y
permanencedansaesconattions—spPectitees

3.4.14

tension maximale de commutation

valeur maximale permise de la tension alternative/continue ou de la tension de créte
commutée, en corrélation avec un nombre donné de manceuvres et de charges, dans des
conditions spécifiées

3.4.15
bruit de contact
tension parasite apparaissant aux bornes d'un contact fermé

3.4.16

f.e.m. thermique

f.e.m. générée par le contact a lames souples, lorsqu'il est relié a un circuit externe dans une
position de fonctionnement et soumis a un différentiel de température
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3.4.17
facteur d’utilisation
rapport de la durée d'alimentation en énergie a la durée totale de fonctionnement

NOTE Le facteur d'utilisation peut étre exprimé sous forme de pourcentage de la durée totale.

3.4.18

courant de court-circuit conditionnel assigné

valeur de courant présumé, énoncée par le fabricant, que le contact, protégé par un dispositif
de protection contre les courts-circuits spécifié par le fabricant, peut supporter de fagon
satisfaisante dans des conditions spécifiées

3.4.19
taux de| défaillance relatif aux manceuvres
nombre| moyen de défaillances rapporté au nombre de manceuvres pendant(le\temps de
service du contact

NOTE c est l'inverse de MTBFC.

3.4.20
fréquence de fonctionnement
nombre|de manceuvres par unité de temps

3.4.21
endurance mécanique
nombre| de manceuvres avant défailla
chargé(s) et dans des conditions de fo

cuit(s) de sortie n'éfant pas

3.4.22
endurance électrique
nombre|de manceuvres ilanceydthcontact, avec une charge électrique spégifiée du
(des) circuit(s) de sorti NS i de fonctionnement spécifiées

3.4.23
pouvoir assigné d \ Wy
valeur de courant é ontact a lames souples est capable d'établir dans des
conditions spécifig sion de contact, nombre d'établissements, faqteur de
puissante, consta

NOTE E a aleur quadratique moyenne est spécifiée.
3.4.24
pouvoir assighé de_coupure en courant

valeur de. €ourant électrique que le contact a lames souples est capable d'interrompre dans
des conditions Specifiees telles que tension de contact, nombre dinterruptions, facteur de
puissance, constante de temps

NOTE En courant alternatif, la valeur quadratique moyenne est spécifiée.

3.4.25
tension d'isolement assignée
valeur de tension a laquelle les essais diélectriques et les lignes de fuite sont rapportés

3.4.26

tension en circuit ouvert aux bornes des contacts

tension entre les bornes d'un contact a fermeture dans la position de relachement et entre les
bornes d'un contact a ouverture dans la position de fonctionnement
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3.4.27

tension opérationnelle assignée

Ue

valeur de la tension qui, combinée avec un courant opérationnel assigné, détermine
I'application de I'équipement et a laquelle les essais pertinents et la classification sont
rapportés

3.4.28

courant opérationnel assigné
Ie

valeur du courant qui, combinée avec une tension opérationnelle assignée, détermine
I'application de I'équipement et a laquelle les essais pertinents et la classification sont

rapportgs

4 Valeurs assignées

4.1 Généralités

gsibilités
adopter

Les valeurs recommandées énumeérées ci-aprés n'eng
techniqgdies; sauf indication contraire dans la spécificatio
d'autres valeurs en fonction des conditions d'exploita

4.2 Fréquence de fonctionnement

Fréquences recommandeées: 1; 2; 5; 8 X ; 50; 60; 100; 120; 200; 500
manceuyres par seconde.

4.3 Facteur d’utilisation

Valeur nrecommandée:

4.4 Tension (Zbirc it ouver
a) 0,01 . 0, a; a3

des contacts

a; 24V ca; 30Vca; 40V ca; 50Vca; 100V ca;
a; 170 V ca; 175V ca; 200 V ca; 220 V ca; 350 V ca;

110 3
a; 400V ca; 500V ca; 1000V ca; 1500V ca; 2000V ca

265

(valg
b) 0,01 V cc; 0,1Vecee; 1Vee, 1,5Vec; 45Vcee 5Vecee; |6V cc
6,3 cc 15V cc; 17V cc; 20V cc; 24 V cc; 28 V cc; 30V cc; B6 V cc;

40 V cc; 60V cec; 80Vee;, 100V cee;, 110V cec; 150V cc; 10V cc;
175 ; ;220; 250 V cc; 265V cc; 280V cc; 350V cee; 400 V ce; 44D V cc;
500 V cc-60 » 800 Vcecc; 1000V cee; 1200V cec; 1500V cc; 2000V cec; 35P0YV cc;

5 000 ¥/¢c; 10 000 V cc; 15 000 V cc.

4.5 Valeurs assignées du courant

Valeurs recommandées: 1; 1,25; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 3,5; 4; 5;6,3; 7; 7,5; 8 (en A) ou les
multiples ou sous-multiples décimaux de ces chiffres en ampéres.

4.6 Valeurs assignées de la charge

Valeurs recommandées: 0,3 VA; 1 VA; 2 VA; 3 VA; 5 VA; 10 VA; 15 VA; 16 VA; 20 VA; 25 VA;
30 VA; 40 VA; 50 VA; 70 VA; 100 VA; 150 VA; 250 VA; 500 VA; 750 VA; 1 000 VA; 1 800 VA;
3600 VA; 7 200 VA..

Valeurs recommandées: 0,1 W; 0,3 W; 1 W; 2W; 3W; 5W; 10 W; 15W; 16 W; 20 W; 25 W;
30 W; 40 W; 50 W; 70 W; 100 W; 150 W; 250 W; 500 W.
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4.7 Nombre de manceuvres

Nombre de manceuvres recommandé: 5 000, 10 000, 20 000, 50 000,
1x105, 2x10%, 1x108, 2x106, 5x106, 1x107, 2x107, 5x107, 1x108, 2x108, 5x108, 1x109, 1x1010,

4.8 Catégorie climatique

La catégorie climatique (voir Annexe A de la CEIl 60068-1) d'un contact a lames souples, en
régime tant permanent que cyclique, doit étre établie par une sélection parmi les valeurs
normalisées préférentielles ci-aprés de températures ambiantes inférieure et supérieure et les
valeurs d'exposition a la chaleur humide.

a) Leg valeurs préférentielles pour la température ambiante inférieure
—-64 °C, -55 °C, -50 °C, —40 °C, -25 °C, -10 °C

b) Leg valeurs préférentielles pour la température ambiante sup
40 fC, 55 °C, 70 °C, 85 °C, 100 °C, 125 °C, 150 °C, 18

c) Leg durées préférentielles d'exposition a la chaleu
4, 10, 21, 42, 56 (en jours)

d) Leg catégories climatiques préférg
651125/ 56
40 {100/ 56
40 {100/ 21
40/85/56

40 70/210

25170/ 21

55 / 04

49 S s environnementales
a) Vibratienrs{CE-60068-2-6essaite)
Fre Amplitude des vibrations ou Nombre de cycles
réquence A
accélération de balayage
10 Hz 4 500 Hz 0,35 mm ou 49 m/s2 (5 g,,) 10
10 Hz 4 500 Hz 0,75 mm ou 98 m/s2 (10 g,,) 10
10 Hz a 2 000 Hz 0,75 mm ou 98 m/s? (10 g,,) 8
10 Hz a 2 000 Hz 1,5 mm ou 196 m/s2 (20 g,) 8

10 Hz a 2 000 Hz 3,5 mm ou 490 m/s2 (50 gn) 12
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La durée de l'endurance au balayage dans chacun des trois axes est donnée par un
nombre spécifié de cycles de balayage. Vitesse de balayage: 1 octave par minute + 10 %.

Fréquence de transfert comprise entre 57 Hz et 62 Hz.

b) Chocs (CEI 60068-2-27, Essai Ea)
6 ms, 980 m/s2, 100 g,
11 ms, 490 m/s2, 50 g,
11 ms, 294 m/s2, 30 g,

c) Accélération (CElI 60068-2-7, Essai Ga)

m/s?

&n
98 TO
196 20
490 50
19 600 2 000
49 000 5000
98 00 10 000
196 /000 20 000
294 000 30 000
Durée de 1 min dans chaque direc}ion

d) Bass

410 T
a) 800
b) 1,24

411 (

La clag
d'applic
informat
tel acco

ension de choc
V, 1500V, 2500
50 us, 10x700 us

lassification

sificatio

ation doive

ions don
rd.

N

NN

donnée au Tableau 1.
accord entre fabricant et utilisateur,

leNcatalogué ou la soumission du fabricant peuvent con

Tableau 1 — Classification

Tous les autre

types

ais les
ituer un

Sorte

:le\caqa}K

\\Qlﬁésification

Application type

c.a.

\g&}rge inductive
ernative (bobine-

contacteur,

Commande de charges électromagnétiques >72 VA

il " )\
cliectuuvaritic)

c.C.

Charge inductive en
courant continu (bobine-
contacteur,
électrovanne)

Commande d'électroaimants

Les catégories d'utilisation telles que données dans

la CEIl 60947-5-1

peuvent aussi

s'appliquer; dans ces cas, toutes les exigences et tous les essais applicables issus de la
CEI 60947-5-1 doivent étre satisfaits, par exemple les exigences concernant I'établissement
et l'interruption dans des conditions normales et anormales de charge, le courant de court-
circuit conditionnel, etc.

Une exigence spéciale relative aux charges a lampe a incandescence et inductives peut étre
appliquée.
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4.12 Fiabilité du contact

Valeurs recommandées des taux de défaillance: 1; 5; 10 défaillances par 10° manceuvres.

5 Marquage

Les spécifications intermédiaires ou particulieres doivent indiquer les critéres d'identification
et autres informations devant étre montrés sur I'unité et/ou ensemble conditionnel. Le code de
lettres ou de couleurs doit étre décrit in extenso ou référence faite aux spécifications
appropriées. L'ordre de priorité pour le marquage des petites unités doit étre spécifié.

Les inf mplacer
le marquage des caractéristiques assignées du contact (des exemples de valelxs ‘agsignées
des confacts sont montrés a I'Annexe F).

Le marquage doit comprendre, au minimum, les informations sujxant

— la mprque de fabrique ou le nom du fabricant;
— le cqde de I'unité, du type et des variantes;

— la date de fabrication codée, quantifiée en mois g

Chaque| ensemble conditionnel de contacts a doit étre marqué dvec les

informations suivantes:

— codg de date;
— num
— codd
— marquage complémentaijre oY spécification particuliére.

6 Pra

6.1 @

La procg 2 IS luation de la qualité doit étre choisie par le fabricant. |l existe
trois prg WJame gvaluation de la conformité qui peuvent étre utilisés:

a) déclarati ité du fournisseur dans laquelle le fabricant déclare la confgrmité,
b) évaluatio ité de partie de seconde part dans laquelle le client vgrifie la
conformite;

c) certification de tierce partie dans laquelle une tierce partie indépendante verifie la
conformite.

NOTE Quel que soit le processus choisi, il convient d'appliquer les recommandations du Guide ISO/CEI 60 dans
la mesure ou elles s'appliquent raisonnablement.

6.2 Déclaration de conformité du fournisseur

Lorsque la déclaration de conformité du fournisseur est choisie, le fabricant doit, au minimum,
utiliser un systéme de gestion de la qualité tel que I''SO 9000 ou similaire.

NOTE 1 Ceci n'impose pas que le systéme de gestion de la qualité soit certifié par un organisme accredité (voir
ISO 9001).

NOTE 2 Il est recommandé que la déclaration de conformité du fabricant soit conforme a I'lSO/CEI 17050-1.
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6.3 Evaluation de la conformité de partie de seconde part

Lorsque la déclaration de conformité de partie de seconde part est choisie, le fabricant et le
client doivent, au minimum, utiliser tous deux un systéme de gestion de la qualité tel que
I''SO 9000 ou similaire.

NOTE 1 Ceci n'impose pas que le systéme de gestion de la qualité soit certifié par un organisme accredité (voir
ISO 9001).

NOTE 2 Il est recommandé que la déclaration de conformité du fabricant soit conforme a I'lSO/CEI 17050-1.

6.4 Certification de tierce partie

Lorsqu co—partie—est-o ge partie
doit étre r la conformité Il est
permis ¢'utiliser le systéme IECQ international ou systéme IECEE.

6.5 Pllan IECEE

Lorsqug le systéme IECEE est utilisé, les régles et procédures\p ivent étre

suivies.

6.6 Syystéme IECQ
6.6.1 Généralités

Les régles de base et les régles de p ormes au systéme IECQ car
I'évaluation de la qualité vise a apporter a I'ackete ace que les composants gui sont
libérés gont conformes aux exigences ¢ontenuesndan s spécifications applicables.

Avant qu'un fabricant s : e, soumettre a essai et délivrer des
compospnts dans le cadre’x Y evaluation“de la qualité IECQ, il est nécessaire que
son ordanisation de |a i S i ions, son organisation des systémes de

stockagp et de livraison | i inspection et essais des composants ajnsi que
les montages p(@ i aux exigences du systéme IECQ. En particulier, il
doit étr¢ démontré g appropriées de l'organisation et ses installations

sont soQ
inspectd
I"ECQ (

wfveillance directe de la personne désignée|comme
ation des fabricants est octroyée conformément a

Les pro S < obation de la qualification des composants électroniques telles que
stipulée . Q001002-1 comprennent les étapes de base consécutives suivanfes:

a) appf
b) examen.de la conformité de la qualité.

6.6.2 Premier stade de fabrication

Le premier stade de fabrication est défini comme étant le placage et le traitement associé des
lames du contact.

6.6.3 Composants similaires par la structure

La (les) spécification(s) particuliére(s)-cadre(s) doi(ven)t définir les contacts a lames souples
relevant de son (leur) domaine d'application qui peuvent étre considérés comme similaires
par la structure.

6.6.4 Sous-traitance

La sous-traitance est permise a tous les stades précédant le premier stade de fabrication
(voir 6.6.2). La sous-traitance doit étre conforme aux exigences de I'Annexe B a I'Article 2 de
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I''ECQ 001002-3. Il est interdit de sous-traiter a un fabricant non homologué le premier stade
de fabrication et/ou les stades ultérieurs.

6.6.5 Procédures d'acceptation de la qualification

Le fabricant doit se conformer aux exigences relatives au premier stade de fabrication
(voir 6.6.2), ainsi qu'aux exigences données dans les spécifications intermédiaires et
particulieres.

De plus, le fabricant doit produire la preuve par des essais de la conformité aux exigences
des spécifications soit sur trois lots consécutifs pour l'inspection lot par lot et sur un lot pour
I'inspection périodique, soit sur un échantillon fixe soumis aux séquences prescrites pour les

essais.

Les échantillons doivent étre prélevés dans des lots confor 60410.
L'inspegtion normale doit étre utilisée, mais si la taille d'échantillo : belle qui
donnerdit une acceptation sans aucun échantillon défectué alorsdes\ éprouvettes
supplémentaires doivent étre prélevées pour satisfaire a i 2quise pour
accorder I'acceptation avec un seul défectueux.

6.6.6 Exigences relatives a I'inspection de la co

La spédification particuliére-cadre doit prescrlre 2 essais minimal qui dloit étre
inclus dans chaque spécification parti : )\ souples
relevany du domaine d'application de

Ce programme d'essai doit aussi spég vpir 3.2.3
de I''ECQ 001002-3) pour les besoins d

La spégification partic nditions
dans le |sous-groupe d et ordre peut affecter les résultats|d'essai.
La spégification particuliére- 10i i indiquer chaque cas ou un ordre pa3rticulier
d'essaidg e doit étre respecté.

Lorsqu'yin sous- gre ai destructif, cela doit étre énoncé in extenso|ou bien
le symb é du titre du sous-groupe dans les exigences relaftives au
progran i spécification particuliere-cadre.

6.6.7 ivrai ‘unités soumises a des essais destructifs ou a des essais non

Les unifés soumi des essais destructifs ne doivent pas étre incluses dans le lot|destiné
a la liviaison. Les unités soumises a des essais non destructifs peuvent étre livrégs sous

réserve artalloae cninnt A nAativAAL ciiana A Ar rannart Ny AV~~~ A~ O oupe A
o CHC oSOt Ot oo vCau—SOuroto—™ €55at '.lbll LIS ~4 SAS A BN A FANR AV A A2 B ASAS2S B A~ = p

(voir 3.2.3 de I'lECQ 001002-3) et qu'elles y satisfassent.

6.6.8 Livraison différée
Les unités qui ont été retenues par le fabricant pendant une durée supérieure a 12 mois a la

suite de l'inspection d'acceptation doivent étre de nouveau inspectées comme prescrit dans la
spécification particuliére, sauf indication d'une autre durée y spécifiée.

Si cela a concerné le lot complet, aucun nouvel essai supplémentaire n'est nécessaire
pendant une autre période d'une année ou telle qu'indiquée dans la spécification particuliére.

6.6.9 Procédure supplémentaire pour les livraisons

Les fabricants peuvent, a leur discrétion, fournir des unités qui ont satisfait a un niveau
d'évaluation plus élevé par rapport a des commandes pour un niveau d'évaluation plus bas.
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6.6.10 Parameétres non vérifiés

Lorsque les spécifications particuliéeres donnent des informations supplémentaires, celles-ci
ne doivent pas étre soumises a inspection.

6.6.11 Libération en vue de la livraison avant I'achévement des essais de Groupe B

Lorsque les conditions de la CEIl 60410 relatives a l'inspection réduite ont été satisfaites pour
tous les essais de Groupe B (voir 3.2.3 de I'lECQ 001002-3), le fabricant est autorisé a libérer
les unités avant I'achévement de ces essais.

6.6.12 Procédures de tri

Lorsqueg le tri est spécifié dans la spécification particuliére ou I'ordr ilNdoit étre
appliqu¢ a tous les dispositifs du lot de production avant la formation(d' i bour les
essais de conformité de la qualité (lot par lot et périodiques).

L'essai floit étre réalisé dans I'ordre donné; cependant, lorsqu' ne pa ! > ce de tri
a déja |été exécutée en cours de production et dans Yoli]: est pas
nécessygire de la répéter.

Tout digpositif qui s'est révélé défectueux au cours i it & iré et ne
doit pas| étre considéré comme faisant partie du [ 10N 2 i 'é illonnage
ultérieur.

7 Prdgcédures d'essai et de mes

7.1 Généralités

Les sp4cifications par 'cull : , i ssais a
effectudr, les mesures i - U sous-
groupe ('essais, a

7.2 Procédures d

Y’ données dans la spécification applicable ne sont pas
nécessai odes qui puissent étre utilisées. Cependant, le fabrigant doit
convain a de Surveillance que les éventuelles méthodes de
remplace i ilise donneront des résultats équivalents de ceux obtenus |par les
méthodjd SCifiges

Les mé

Les méthodes de~xemplacement ne doivent pas étre utilisées lorsque des méthodes sont
spécifiguement désignées comme méthodes d'arbitrage ou de référence.

7.3 Conditions normalisées pour les essais

Sauf exigence contraire, tous les essais doivent étre réalisés dans les conditions
atmosphériques normalisées pour les essais, telles que spécifiées dans la CElI 60068-1. Les
étapes de chaque essai doivent étre exécutées dans I'ordre écrit.

Pour les mesures qui exigent que le contact soit alimenté en énergie, le contact doit étre
placé dans sa bobine d'essai comme prescrit dans la spécification particuliére.

Les bobines d'essai et les systémes d'essai doivent, dans la mesure du possible, étre choisis
dans la liste de bobines d'essai normalisées de I'Annexe A.
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L'essai doit étre réalisé dans un environnement de nature a empécher qu'un champ ou corps
extérieur n'influence les résultats d'essai d'une quantité équivalant a 0,5 A x tours ou 2 %,
selon la plus grande de ces deux valeurs.

Sauf spécification contraire, la tension de l'alimentation d'essai telle que mesurée sur
I'éprouvette d'essai doit rester égale, a 0,5 % prés, a la valeur nominale dans toutes les
conditions d'essai autres que celles de I'essai de tension.

7.4 Examen visuel et controle des dimensions

7.4.1 Examen visuel

ans des
doivent

Sauf indi -
conditions visuelles normales. L'exécution, les scellements,
étre telq que prescrits dans la spécification particuliére.

Si la spgcification particuliére le prescrit, un examen visuel pl i$sement

spécifié|doit étre réalisé pour déceler des défaillances telles q

— défauts de verre: craquelures, bulles, cristallisation~dgvitrifi s froid,
joints courts, parties non mouillées, etc;

— défauts géométriques: alignement des contacts, (défd , avures,
pardllélisme, etc.;

— défauts mécaniques: cloquage, falissure

maghétique et non magnétique, crot
7.4.2 Cotes d'encombrement

Les cotgs d'encombreme escrites

dans la |spécification parti

7.4.3 Masse

La masse nomi

est reqyi

ue cela

7.4.4

a) Pou nites de

cont
b) Les

c) La nllasse homit

7.5 Essais fonctionnels
7.5.1 Procédures
7.5.1.1 Procédures pour les contacts a lames souples

Des essais fonctionnels doivent s'appliquer, dans I'ordre donné, au contact monté dans
une bobine d'essai. Sauf exigence contraire, l'augmentation et la diminution de
I'alimentation en énergie de la bobine doivent étre effectuées a une vitesse inférieure ou
égale a:

5 A x tours/ms pour I'alimentation en énergie a la valeur de saturation et au zéro;

1 A x tours/ms pour les valeurs de non-relachement, de relachement, d'essai de non-
fonctionnement, d'essai de fonctionnement, de seuil de relachement et de seuil de
fonctionnement.

L'une ou l'autre des procédures de surveillance suivantes peut étre utilisée:
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a) Procédure 1: Les circuits de contact doivent étre surveillés, tout au long des essais,
pour déceler I'échec de fermeture et I'échec de coupure aux valeurs appropriées de
I'alimentation en énergie de la bobine d'essai.

b) Procédure 2a: L'ouverture et la fermeture physiques du contact doivent étre
surveillées tout au long des essais par des méthodes d'induction magnétique ou autres
méthodes équivalentes.

1) Saturation: La bobine d'essai doit étre alimentée en énergie pendant une durée
spécifiee a la valeur de saturation. Le contact est alors dans la position de
fonctionnement.

2) Non-relachement: Lorsqu'elle est prescrite, l'alimentation en énergie de la
bobine doit étre réduite a la valeur de non-relachement (voir Notes 1 et 2).

4) Essai de non-fonctionnement: Lorsqu'elle est preskrite, el i énergie
de la bobine doit étre augmentée du zé z € non-
fonctionnement (voir Note 1).

5) Essai de fonctionnement: S oit étre
augmentée du zéro (ou de la valeur d j i ue cela

nt étre
| autres

qurveillées tout au long des essa
méthodes équivalentes.

gtat de
b 3 zEéro

: Lorsqu'elle est prescrite, I'alimentation en|énergie
gmentée du zéro a la valeur d'essai de non-

fogctionnement: L'alimentation en énergie de la bobine doit étre
aro’ (ou de la valeur d'essai de non-fonctionnement, lorsque cela
eur d'essai de fonctionnement.

ent: Lorsqu'elle est prescrite, l'alimentation en énergi¢ de la

6)-Valeur~de relachement: L'alimentation en énergie de la bobine doit étre réduite
de la valeur de non-reldchement (ou, en son absence, la valeur de satunation) a
la valeur de relachement.

NOTE 1 Les essais de non-relachement et d'essai de non-fonctionnement sont facultatifs et ne sont effectués
que s'ils sont prescrits dans la spécification particuliére.

NOTE 2 Lorsque cela est prescrit, I'essai fonctionnel pour le non-relachement peut étre remplacé par un
essai similaire réalisé a la valeur caractéristique de non-relachement.

7.5.1.2 Procédures spéciales pour les contacts polarisés magnétiquement

Les procédures de 7.5.1.1 s'appliquent a une vitesse de 0,1 A x tours/ms pour les valeurs
de non-relachement, de relachement, d'essai de non-fonctionnement, d'essai de
fonctionnement, de seuil de relachement et de seuil de fonctionnement.

L'un ou l'autre des systémes d'essai suivants peut étre utilisé (voir Annexe B):
Procédure pour systéme d'essai 1

1) L'alimentation en énergie de la bobine centrale M doit étre de zéro.
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2) L'alimentation en énergie de la bobine L doit étre augmentée a la valeur de saturation
de la position de relachement et ensuite diminuée a zéro.

3) L'alimentation en énergie de la bobine R doit étre augmentée du zéro a la valeur de
fonctionnement.

4) L'alimentation en énergie de la bobine R doit étre augmentée a la valeur de saturation
de la position de fonctionnement et ensuite diminuée a zéro.

5) L'alimentation en énergie de la bobine L doit étre augmentée a la valeur de
relachement.

b) Procédure pour systéeme d'essai 2

1) LaI|mentat|on en energ|e de Ia bobine centrale M d0|t etre amenee a Ia valeur de

4]

2) | polarité
q a\la\valeur de
3) 1 pposée

Isqu'a la position de fonctionnement.

—

7.5.2 Exigences

Procédy hecs de
fermetur

Procédd g limites
des val e non-

fonctionnement.

) . .
b)  Mgthode @
c) Valeur de satuya
) :
) 3 :

J) Ec¢hed de coupure (pmlr la Procédure 1)' résistance limite du circuit de cantact

k) Temps a l'alimentation en énergie zéro si autre que 20 ms

) Vitesse d'augmentation et de diminution de I'alimentation en énergie (si applicable).

7.6 Essai de rémanence (voir Figure 3)
7.6.1 Procédure

Des essais fonctionnels doivent s'appliquer, dans I'ordre donné, au contact monté dans une
bobine d'essai. La position du contact dans la bobine d'essai et l'influence des champs
extérieurs doivent rester constantes au cours de I'essai. Les circuits de contact doivent étre
surveillés, tout au long des essais, pour déceler I'échec de fermeture et I'échec de coupure
aux valeurs appropriées de I'alimentation en énergie de la bobine d'essai.

a) Saturation:
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7.6.2 Exigences

La bobine d'essai doit étre alimentée en énergie a la valeur saturée pendant une durée
minimum de 20 ms, sauf exigence contraire. Le contact est alors dans la position de
fonctionnement. L'alimentation en énergie de saturation doit étre réduite a zéro et doit rester
a zéro pendant une durée minimum de 20 ms.

Seuil de fonctionnement (1):

L'alimentation en énergie de la bobine doit étre augmentée a partir du zéro, dans la méme
polarité, a la valeur de seuil de fonctionnement.

Saturation (polarité inverse):

L'alimentation en énergie doit étre réduite de la valeur de seuil de fonctionnement, en
passant par le zéro, a la valeur de saturation dans la polarité inverse, pendant une durée
minimum de 20 ms, sauf exigence contraire.

Seuil de fonctionnement (2):

L'alimentation en énergie doit ensuite revenir a partir de la valeu
inverse), en passant par le zéro a la polarité d'origine,
foncfionnement (2).

polarité
9ui| de

La valelir de rémanence est la différence entre la va 2) etla
valeur de seuil de fonctionnement (1) divisée par a vals y hent (1)
(voir 7.6.1). La résistance limite du circuit de con i ¢ oit étre

respect¢e, pour la procédure 1 selon 7,

7.6.3 Informations a énoncer dans

a)
b)

c) Valeur de rémanende en %:
squil de fonctionieﬁeﬁt

100 x

d) Résistance Ii

e)

Bobine d'essai.

Valeur de saturation.

u7.5.2.

Temijps a I'ali
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A

A x tours
Saturation
Seuil de
Seuil de fonctionnement (2)

fonctionnement (1) / \

\_/

Saturation
(Polarité inverse

JEC 24p/11

Figure 3 — Séquence d'essai de réma

7.7 Résistance du circuit de contact

7.71 Procédure

La résigtance du circuit de contact doit étre quatre
points gn un point situé a 6 mm du poj ) prescrit
dans la

La tens et1A
c.a. effi¢

La fréqy

La valelr de la r@a

Le cont it é n de la
bobine d'essai réd

La résis| énergie
de la bo

Le circui
prescrit|/dansla s

t étre relié au contact a l'instant 0 ou ¢, (voir Figure 4)|comme
ation particuliéere.

s,

Le circuit—demesure doit€étre debranchie ducontact—a fimstant 73 comme prescrit-dans la
spécification particuliére.

La mesure de la résistance du contact doit étre effectuée entre les instants ¢, et ¢3 pour le
contact a fermeture et entre les instants ¢5 et g pour le contact & ouverture (voir Figure 4).

7.7.2 Exigences

La résistance du circuit de contact ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans la
spécification particuliere.
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A

A x tours
Saturation

Contact d’essai
a la fermeture Contact d’essai
a ouverture

-

t

EC 249/11

7.7.3 Informations a énoncer dans la spécificatio
) Bobine d'essai.

) Poir]t de mesure, si différent de 6 mm.

c) Résistance du circuit de contact.
) Valdur de saturation et valeur réduite
) tq, 19, 13, 14 15 €t tg.

f) Tension et courant de

g) La fréquence des qualité ppliqué 5 'esSai 3si ircui htact, si
appljcable.

7.8 Efssai dié@i 0

7.8.1

L'isolati > tension
continue. La ten3|d it é 2 i S j 'a 13 valeur
prescrit

Lorsque er dans
la plage)

a) Procédure—

La tension d'essai doit étre sélectionnée conformément a 4.4, sauf exigence contraire
dans la spécification particuliére:

— entre les bornes d'un contact normalement ouvert dans la position de relachement,

— entre les bornes du contact a fermeture et a ouverture pour les positions de
fonctionnement et de relachement du contact, sauf exigence contraire dans les
spécifications particuliéres (contacts de forme C et de forme D),

— entre toutes les piéces conductrices spécifiées du contact.

La tension d'essai (c.c. ou c.a.) (45 Hz a 65 Hz) doit étre appliquée entre les bornes
pendant I'une des durées suivantes:

— pendant (60 + 5) s,
— pendant 1s (a 1,1 fois la tension spécifiée).
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b) Procédure 2

La méthode prescrite en (a) ci-dessus peut étre appliquée comme méthode appropriée
d'ionisation de préconditionnement.

Sauf exigence contraire dans la spécification particuliére, I'une des durées d'essai de la
procédure 1 doit étre appliquée.

7.8.2 Exigences

Le courant de fuite a travers le contact ne doit pas dépasser une valeur spécifiée pendant une
durée spécifiee comme prescrit dans la spécification particuliére.

7.8.3 ntormations a enoncer dans la specification particuliere

a) Prodédure 1 ou 2.
b) Prédonditionnement, si applicable.

c) Tensgion entre les bornes du contact a fermeture (et du cgnhtact pour la
position de fonctionnement que pour la position de rela ; acts de
forme C et de forme D), sauf exigence contraire dans |é S.

d) Piéces conductrices.
e) Durée d'application de la tension d'essai.
f) Valgur maximale du courant de fuite

g) Durée maximale du courant de fuite

h) Temles qui s'écoule entre l'ionisation de onnem et la surveillance d'un|courant
de fuite, si applicable.

7.9 Résistance d'isolé
7.9.1 Procédure

La tension d'es

uée:

ition de
C et de

tension
s50it 1'un

S

esckit dans la spécification particuliére. Il convient que ce niveau

La tension doit étre appliquée pendant une durée d'au moins 0,5 s, ou pendant une plus
longue durée nécessaire pour obtenir un relevé de lecture stable, au bout de laquelle la
résistance d'isolement doit étre enregistrée.

7.9.2 Exigences

La valeur obtenue pour la résistance d'isolement ne doit pas étre inférieure a celle prescrite
dans la spécification particuliére.

7.9.3 Informations a énoncer dans la spécification particuliére

a) Tension d'essai d'isolement.

b) Valeur minimale de la résistance d'isolement.
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c) Piéces conductrices.

7.10 Temps de fonctionnement (voir Figures 2, 5 et 6)
7.10.1 Procédure
7.10.1.1 Généralités

Des circuits d'essai appropriés doivent étre utilisés.

La bobine d'essai doit étre alimentée en énergie a partir d'une alimentation en courant continu
réglable, et ce, via un contact sans rebondissement avec une impédance de circuit ouvert
élevée gtsamsTircuitdamortissenert:

NOTE Le eulement
du contad gouverte
et fermée

7.10.1.2 ment

en fonctionnement

L'alimentation en énergie zéro doit étre maintenue p L : i ms. La
tension | d'alimentation continue doit étre reglee d iere N\ I stable
équivalant a 150 % de la valeur dessal de foneti i-ci it é iqué a la

bobine d'essai et les temps t (5, 3,

7.10.1.3

mémes
ivient étre

Le tem
conditio
ignorées,

7.10.1.4 ert en

t et étre
tion en
ivent étre

L'alimern
mainten|
énergie
mesurés.

7.10.1.5

Le temps de.rebondissement (en relachement) doit étre mesuré, dans les mémes conditions
que le femps’/de reldchement. Les discontinuités de moins de 10 us doivent étre ignorées,
sauf exigence contraire.

7.10.2 Exigences

Le(s) temps ne doi(ven)t pas dépasser celui (ceux) prescrit(s) dans la spécification
particuliére.

7.10.3 Informations a énoncer dans la spécification particuliére

Numéro de bobine d'essai (voir Annexe A).

T Q

Description du systéme d'essai.

o O

)

)

) Valeur d'essai de fonctionnement.

) Temps de fonctionnement, maximum.
)

D

Temps de relachement, maximum.
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f) Temps de rebondissement en fonctionnement, maximal (lorsqu'il est spécifié).
g) Temps de rebondissement en relachement, maximal (lorsqu'il est spécifié).
h) Potentiels et résistances des circuits d'essai.
i) Fréquence de répétition et facteur d'utilisation.
i)  Temps de transfert, maximum et minimum
] o contacts de forme C et de forme D.
k) Temps de chevauchement, maximum et minimum
R
SBF
100 Q
Vsw—— Bobine
d’essai
| RN
\) VB
E 0
Oscilloscope ou T R
o e ™~
dispositif de 5 — . o
détection Y (c.c.) \> \;j
Contact a lames souples
soumis a essai
IEC 250/11
Légende
E: Commuyn
T: Gachefte
Y: Amplificateur
NOTE T pas définis dans cette figure peuvent étre trouvés dans la Iégehde de la
Figure 6.
d'essai pour la mesure du temps de relachement et de
rebondissement d'un contact a fermeture
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Légende

C:

Dispositif de
mesure T E Y

R4

o
;
| ke |
Dispositif de [ ‘
ilotage systéme ‘ C
d’essai sans V. E\:| ‘
rebondissement S ‘ | A N
| Bobine | 2
| dessai | qyj
\ | —
| | -
T
l

Bdbine d'essai Ry 2 ésistances

Cgntact soumis a essai Resistance fixée

V: Tension d'alimentation po Entrée de gachette
Sgr: Cd Entrées de mesure
Vg: Te
NOTE A g de"cheyalichement et le temps de transfert, il est recommandé de prendre
les rappo S : 31, Ry =2, R3=2/3, Ry = 1.
tkessai pour la mesure des paramétres temporels
d’un contact a deux directions
711 G
7111
Procédure-—-GChangemen mps-derelachement et detempsdefonctionnement

Le circuit d'essai en 7.10 doit étre utilisé.

a)

Contact a fermeture

Le contact soumis a essai doit étre monté dans une bobine d'essai et la bobine alimentée
en énergie a 150 % de la valeur d'essai de fonctionnement. Ensuite, toujours a la
température ambiante, le temps suppression-ouverture doit étre mesuré.

L'alimentation en énergie de la bobine étant maintenue, la température ambiante doit étre
élevée, sur une 1 h environ, a la limite supérieure en fonction de la catégorie climatique
donnée.

Le contact doit étre maintenu en fonctionnement a 150 % de la valeur d'essai de
fonctionnement et a cette température pendant au moins 24 h. L'alimentation en énergie
de la bobine doit ensuite étre coupée sans perturbation physique du contact soumis a
essai et le temps suppression-ouverture doit &tre mesuré a cette température (voir 7.10.1).
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a)

1
5) Rériode d':sai.
Procédyre 2: Ch

fonctionnement

-112 - 62246-1 © CEI:2011

La différence entre la premiére mesure et la deuxiéme mesure indique le degré de
coincement de contact.

Contact a ouverture

Le contact soumis a essai doit é&tre monté dans une bobine d'essai sans alimentation en
énergie de la bobine. Ensuite, toujours a la température ambiante, le temps application-
ouverture doit étre mesuré. en appliquant 150 % de la valeur d'essai de fonctionnement
de l'alimentation en énergie.

La température ambiante doit étre élevée, sur 1 h environ, a la limite supérieure en
fonction de la catégorie climatique donnée, et ce, sans alimentation en énergie de la
bobine.

Le contact doit étre maintenu a cette température pendant au moins 24 h sans
alimgntation en énergie de la bobine.

Sans perturbation physique du contact soumis a essai, le temps agplicati ure doit
étre| mesuré a cette température en appliquant 150 % 5sai de
fonctionnement de I'alimentation en énergie.

La différence entre la premiere mesure et la deuxiéme( mesure ~iRdi bgré de
cointement de contact.

Exigences
La différence entre les deux mesures du temps/ne doit p d rescrite
dang la spécification particuliére.
Infolmations a énoncer dans la spé
1) Bobine d'essai.
2) Température de catégorie supérieure.

3) La valeur maximale i e et la
deconde.

4) Description du g

seuil de

Con

La v b que la
vale

Le ¢ mentée
en rs a la
température amhiante, la valeur de seuil de relachement doit étre mesurée.

L'alimentation en énergie de |a bobine étant maintenue, la température ambiante doit étre
élevée, en 1 h maximum, a la limite supérieure en fonction de la catégorie climatique
donnée.

Le contact doit étre maintenu en fonctionnement a 150 % de la valeur d'essai de
fonctionnement et a cette température pendant au moins 24 h.

Sans perturbation physique du contact soumis a essai, la valeur de seuil de relachement
doit étre mesurée a cette température.

La différence entre ces deux mesures indique le degré de coincement de contact.
Contact a ouverture

La valeur de seuil de fonctionnement doit étre mesurée conformément a 7.5, excepté que
la valeur de saturation ne doit pas étre appliquée.

Le contact soumis a essai doit é&tre monté dans une bobine d'essai et I'alimentation en
énergie de la bobine doit étre augmentée a partir du zéro. Ensuite, toujours a la
température ambiante, la valeur de seuil de fonctionnement doit étre mesurée.
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7.11.2 | Coincement magnétostricti

La température ambiante doit étre élevée, en 1 h maximum, a la limite supérieure en
fonction de la catégorie climatique donnée, et ce, sans alimentation en énergie de la
bobine.

Le contact doit étre maintenu a cette température pendant au moins 24 h sans
alimentation en énergie de la bobine.

Sans perturbation physique du contact soumis a essai, la valeur de seuil de
fonctionnement doit étre mesurée a cette température.

La différence entre ces deux mesures indique le degré de coincement de contact.
Exigences

La différence entre les deux mesures ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans la
spéjifi"atinn partculiore-

Infoymations a énoncer dans la spécification particuliéere

1) Bobine d'essai.

2) Température de catégorie supérieure.

3) Ua valeur maximale admissible de la différence entre les\deux

4) Vjtesse de variation de l'alimentation en énergie si €& i urs/ms.

5) Méthode de surveillance.

6) Résistance limite du circuit de contact en éc bn de la
procédure 1 de 7.5.1.

Progédure
1) Contact a fermeture

4 S s une bobine alimentée par 2 00D ondes
garrées a une fréq i i iffé€. La valeur créte a créte des impulsions
doit étre telle q 9 écification particuliére.

Ua valeur i grgie doit étre supérieure a la valeur d'g¢ssai de
fpnctionn & K o1'alimentation en énergie doit étre supérigure a la
Valeur de n '

1 de la)bobine doit ensuite étre coupée a la valeur haure, sans
d pfact soumis a essai, et le dispositif doit étre vérifié pour
,

4 i erification pour la recherche d'un échec de coupure doit étrg retirée
E o P

1

WUne, défaillange doit étre toute situation dans laquelle le contact échoue a couper, la
mesudre étant effectuée dans les limites d'une durée spécifiée aprés l'interruption de
I'alimentation en énergie de la bobine d'essai.

NOTE 1 Une tendance au coincement peut aussi étre estimée en comparant la valeur de relachement et
le temps suppression-ouverture pendant I'essai comme indiqué en 7.11.1.

2) Contact a ouverture

Le contact soumis a essai doit étre monté dans une bobine d'essai alimentée par
2 000 ondes carrées a une fréquence d'impulsion spécifiée. La valeur créte a créte des
impulsions doit étre telle que prescrite dans la spécification particuliére.

La valeur haute de l'alimentation d'énergie doit étre inférieure a la valeur d'essai de
non-fonctionnement et la valeur basse de l'alimentation en énergie doit étre inférieure
a la valeur de relachement.

L'alimentation en énergie de la bobine doit ensuite étre augmentée a 150 % de la
valeur d'essai de fonctionnement, sans perturbation physique du contact soumis a
essai, et le dispositif doit étre vérifié pour rechercher un échec de coupure (voir 7.5).
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La tension de vérification pour la recherche d'un échec de coupure doit étre retirée
avant que l'alimentation en énergie de la bobine ne soit interrompue.

Le cycle d'essais ci-dessus doit étre répété au moins cinq fois.

Une défaillance doit étre toute situation dans laquelle le contact échoue a couper, la
mesure étant effectuée dans les limites d'une durée spécifiée aprés l'interruption de
I'alimentation en énergie de la bobine d'essai.

NOTE 2 Une tendance au coincement peut aussi étre estimée en comparant la valeur de fonctionnement
et le temps application-ouverture pendant I'essai comme indiqué en 7.11.1.

b) Exigences
Le nombre total des échecs de coupure ne doit pas dépasser celui prescrit dans la

spe]:f:cat:cn partiediere-

c) Infoimations a énoncer dans la spécification particuliere
1) Bobine d'essai.
2) HKréquence d'impulsion.
3) Uimites de la valeur créte a créte des impulsions.
4) Nombre de cycles d'essai.
5) Nombre admissible d'échecs de coupure.
6) Résistance minimale du circuit de contact définis§a sliec oupure.
7) [Durée spécifiée de mesure.

7.12 Robustesse des bornes
7.12.1 | Procédure

Le contact doit étre
CEIl 60068-2-21.

appropriées des essais U de la

7.12.2 | Exigenc

Les borpes et |GS$I ' i gter aucun signe visible d'endommagement, lexcepté
lorsque|la dégrads 5 esttolérée a une ampleur explicitement décrite |dans la
spécific t des caractéristiques fonctionnelles ne doivient pas
dépassé 8 S S la spécification particuliére.

7.12.3 § dnont€er dans la spécification particuliére

a) Essai S\ s de la CElI 60068-2-21.

b) InfojI quises par les essais choisis dans la CEI 60068-2-21.
c) Variatiohs admissibles des caractéristiques fonctionnelles.

d) Méthode d'essai Qk ou Ql de la CEIl 60068-2-17 et taux de fuites.

7.13 Brasage (brasabilité et résistance a la chaleur de brasage)

7.13.1 Procédure
a) Brasabilité

Avant l'essai, le contact doit étre soumis a une procédure de vieillissement accéléré en
I'exposant soit a de la vapeur pendant 1 h, soit a de la chaleur séche a 155 °C pendant
16 h conformément a la CEI 60068-2-20, comme requis par la spécification particuliere.

Le contact doit étre soumis a l'une des méthodes de brasabilité de l'essai Ta selon la
CEI 60068-2-20.

b) Résistance a la chaleur de brasage

Le contact doit étre soumis a I'une des méthodes de mesure de la résistance a la chaleur
de brasage de I'essai Tb selon la CEl 60068-2-20.
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7.13.2 Exigences

Les exigences relatives a la brasabilité et a la résistance a la chaleur de brasage doivent étre
prescrites dans la spécification particuliére.

7.13.3 Informations a énoncer dans la spécification particuliére
a) Méthode.

b) Informations requises par les méthodes choisies dans la CEl 60068-2-20.
7.14 Séquence climatique

7.14.1 Généralités

Dans la|séquence climatique, un intervalle ne dépassant pas trois jourg™gst autorisé (Lntre un
nombre|quelconque de ces essais, excepté entre les essais de chaleurk humideseycliques, de
premier|cycle et de froid sec.

Dans un tel cas, I'essai au froid doit étre effectué immédiatement apeg Ys reprise
spécifié

Les esshi

7.14.2 | Procédure
a) Chaleur séche

Le ¢ hute en
fonc
b) Cha
- 58-2-30,
¢

d) Bass

a l'essai M de la CEIl 60068-2-13, en utilisant le degré de
a spécification particuliere. La sévérité préférentielle est ¢noncée

e) Chaleur humide, cyclique, cycles restants
Le cpntact doit étre soumis a I'essai Db de la CEIl 60068-2-30.
Le nombre de cycles doit étre prescrit dans la spécification particuliére.

A la fin, le contact doit étre exposé aux conditions de reprise appropriées a la sévérité
choisie.

7.14.3 Exigences

A la fin de cette séquence climatique, les contacts doivent satisfaire aux exigences relatives
aux essais ci-aprés comme prescrit dans la spécification particuliere:

)

examen visuel (7.4);

O

essais fonctionnels (7.5);

o O

)
)
) résistance du circuit de contact (7.7);
) essai diélectrique (7.8);

)

D

essai de résistance d'isolement (7.9);
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f) étanchéité (7.21).

7.14.4 Informations a énoncer dans la spécification particuliére

D

Degré de sévérité pour I'essai M.

O

Durée pour les essais Aa et Ba.

o O

)

)

) Nombre de cycles pour I'essai Db.

) Variations admissibles des caractéristiques fonctionnelles.
)

Résistance du circuit de contact.

- O

) Valeur maximale admissible du courant de fuite.

g) Résistance d'isolement.

62246-1 © CEI:2011

h) Méthode d'essai Qk ou QI de la CEI 60068-2-17 et taux de fuites.
7.15 Chaleur humide, régime établi
7.15.1 | Procédure

Le contact doit étre soumis a I'essai Cab de la CEIl 60068-
de sévérité prescrit dans la spécification particuliere.

7.15.2 | Exigences

A la fin|de cet essai, le contact doit
comme jprescrit dans la spécification pa

re

exarpen visuel (7.4);

essdis fonctionnels (7.5);
essdi diélectrique (¥

essdi de résistanc
f) étanchéité (7: g

g) braspabilité (7.13)

)
)
c) résigtance du circuit de
)
)

dtives aux essais

bproprié

ci-aprés

7.15.3

a) Deg

b) Vari

c) Rés

d) VaIeJur maximalé~admissible du courant de fuite.
e) Résistanced'tsotement:

f) Meéthode d'essai Qk ou QI de la CEl 60068-2-17 et taux de fuites.
7.16 Variation rapide de la température
7.16.1 Procédure

Le contact doit étre soumis a I'essai Na ou Nc de la CEl 60068-2-14.

7.16.2 Exigences

Le contact doit contrélé par examen visuel. Il ne doit y avoir aucun dommage visible, sauf
comme explicitement décrit dans la spécification particuliére. De plus, le marquage doit étre
lisible comme prescrit dans la spécification particuliere. Le contact doit satisfaire aux

exigences relatives a l'essai d'étanchéité (7.21).
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7.16.3
a) Essai Na ou Essai Nc selon la CEI 60068-2-14.

b) Informations requises par I'essai sélectionné (en particulier les conditions et les sévérités
d'essai).

c) Méthode d'essai Qk ou Ql de la CEl 60068-2-17, et taux de fuites.

Informations a énoncer dans la spécification particuliére

7.17 Brouillard salin

7171

Procédure

Le contact doit étre soumis a l'essai Ka de la CEl 60068-2-11.

7.17.2 | Exigences

Le contpct doit controlé par examen visuel. |l ne doit y avoir aucy ible et le

marquage doit étre lisible comme prescrit dans la spécification partic

7.17.3 | Informations a énoncer dans la spécification partic

Comme|énoncé dans I'essai Ka selon la CEl 60068-2-1

7.18 \Vibrations

7.18.1 | Vibrations 1 — Fonctionnellg

a) Prodédure
Le ¢ontact doit étre soumis a l'e hes 8.2
(Req age) et
finalement 8.2 (Rech -4-6:2007
doivent s'appliquer. La
Les |vibrations doiyent iquées, dans trois axes mutuellement perpendigulaires,
sauflexigenc i on particuliére.
Pour les be@ I'échantillon doit étre monté rigidement dans lal bobine
d'esgai.
Au bobine d'essai doit étre soumise en alternance| a une
alime 0% de la valeur d'essai de fonctionnement eff a une
élim ) hangement d'état pour se synchroniser avec I'achévement de
chad 3 S ibration, en ne tenant pas compte des défauts dans la bapde des
fréq S
Le g s a essai doit étre surveillé en permanence pour détecter ung fausse
ouve ture du contact.
Des|préecautions adéquates doivent étre prises pour protéger le contact par ragport au
champ magneétique de la table vibrante.

b) Exigences
Pendant I'essai, aucun échec de fermeture (ou d'échec de coupure) ne doit dépasser
10 ps.
Immédiatement a la suite des essais, les contacts doivent satisfaire aux exigences
relatives aux essais ci-aprés comme prescrit dans la spécification particuliére:
1) examen visuel (7.4);
2) essais fonctionnels (7.5);
3) étanchéité (7.21).

c) Informations a énoncer dans la spécification particuliere

1) Axe de montage s'il differe de celui indiqué ci-dessus.

2) 1

dentification du sens du mouvement des contacts (le cas échéant).
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3) Sévérité.

4) Variations admissibles des caractéristiques fonctionnelles.

5) Gabarit de montage.

6) Méthode d'essai Qk ou Ql de la CEl 60068-2-17 et taux de fuites.

7.18.2 Vibrations 2 — Survie

a)

Les sév

La sévérité doit é

éthode df‘ ss
7.19 Chocs

Procédure
Le contact doit étre monté dans le gabarit prescrit dans la spécification particuliére.

L'essai de vibrations doit étre effectué a 50 Hz pendant 6 h avec une amplitude de
vibration de 0,35 mm, sauf exigence contraire dans la spécification particuliére.

Sauf exigence contraire dans la spécification particuliére, les( vibrations_[doivent
uniguement étre appliquées perpendiculairement a I'axe longitddipal, direction
d'acgélération étant dans la méme direction que le mouveme bendant
I'étaplissement et I'interruption.

Exigences

Immgdiatement a la suite de I'essai, les contacts doive elatives

aux pssais ci-aprés comme prescrit dans la spécificatio
1) @xamen visuel (7.4);

2) ¢gssais fonctionnels (7.5);
3) @étanchéité (7.21).

e ppescrite dans la spécification particuliére.

Les chots—duoivent—&€tre—apptiques darns—trois—axes mutuetement—perpendicutaires, sauf
exigence contraire dans la spécification particuliére.

a)

Méthode 1 — Fonctionnelle

Pour les besoins de cet essai, le contact doit étre monté rigidement dans une bobine
d'essai. L'échantillon doit ensuite étre soumis a la moitié du nombre de chocs dans I'état
ou la bobine d'essai est alimentée en énergie a 150 % de la valeur d'essai de
fonctionnement; et a l'autre moitié du nombre de chocs dans ['état ou I'énergie est
éliminée.

Le contact soumis a essai doit étre surveillé en permanence pour détecter une fausse
ouverture ou fermeture.

Méthode 2 — Survie

Au cours de cet essai, le contact doit étre rigidement monté dans le gabarit prescrit dans
la spécification particuliere et doit étre soumis au nombre requis de chocs.
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Exigences
ode 1

Pendant l'essai, aucun échec de fermeture ou échec de coupure ne doit dépasser 10 pus.
Immédiatement a la suite de l'essai, le contact doit satisfaire aux exigences relatives aux
essais ci-apres comme prescrit dans la spécification particuliere:

1) examen visuel (7.4);

2) e

ssais fonctionnels (7.5);

3) étanchéité (7.21).

b) Méth

ode 2

Immédielltement a la suite de I'essai de choc, le contact doit satisfaire exigences\
aux esspis ci-aprés comme prescrit dans la spécification particuliére:

1) gxamen visuel (7.4);

3) dtanchéité (7.21).

7.19.3

T Q

Méth

Qo O

Vari
) Métt

- O

7.20 E
7.20.1

Les con

Les sévprité

Sauf ex|g

apquuT
méme dj

Pour leg

)

)

) Gabprit de montage.
) ldentification du sens du mouveme
)

ssais fonctionnels (7.5);

ode 1 ou 2.

besoins de cet essai, I'échantillon doit étre monté rigidement dans la bobine ¢

elatives

lent étre

dans la
n.

'essai.

Au cours de cet essai, la bobine d'essai doit étre soumise en alternance a une alimentation
en énergie a 150 % de la valeur d'essai de fonctionnement et a une élimination de I'énergie,
au moins 10 fois, sauf exigence contraire dans la spécification particuliére.

Le contact soumis a essai doit étre surveillé en permanence pour détecter une ouverture ou

fermetur

7.20.2

e.

Exigences

Immédiatement a la suite de I'essai d'accélération, le contact doit satisfaire aux exigences

relatives

aux essais ci-aprés comme prescrit dans la spécification particuliere:

a) examen visuel (7.4);

b) essa

is fonctionnels (7.5);
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c) étanchéité (7.21).

7.20.3 Informations a énoncer dans la spécification particuliére

D

Informations requises par I'essai Ga de la CEl 60068-2-7.

O

Gabarit de montage.

Qo O

)

)

) ldentification du sens du mouvement contacts.

) Variations admissibles des caractéristiques fonctionnelles.
)

Méthode d'essai Qk ou QI de la CEl 60068-2-17 et taux de fuites.

D

7.21 Etanchéité

7.21.1 | Procédure

Les contacts doivent étre soumis a I'essai Qk ou Ql de la CEIl 60068-

Dans le| cas des contacts a lames souples pour service intengifi\l'ii i joint” gtanche
doit étrg vérifiée au moyen d'un essai de durée d'arc, tout en comme
prescrit|dans la spécification particuliére.

7.21.2 | Exigences

a) iffeation particuliéefe.

b) Les |éprouvettes doivent étre sounxse / i un contrble élecfrique et
meécpnique comme requis par la specifi G icab ssal Ql de la CEI 60068}2-17).

c) La durée d'arc ne doit pas dépasse iteTdans la spécification particuliére

(esspi de durée d'arc).

7.21.3 | Informations a é
a) Essai Qk ou QI de |a

b) Pregsion et durée Dk de la
CEl 60068-2@u
— Four essai 4:

la maniére dont les éprouvettes doivent étre spumises
e électrique et mécanique;

: durée d'arc maximale.

a) Essaisnormalisé d'endurance électrique

b) Essai d'endurance de simulation d'application

Les essais de simulation d'application sont des essais d'endurance électriques réalisés
dans des conditions spécifiées liées a une application bien définie. En raison de la
diversité et des nombreuses applications possibles, ces essais d'endurance ne peuvent
pas étre spécifiés dans une spécification harmonisée.

NOTE Quant a 'établissement et I'évaluation des données de fiabilité pour les contacts telles que I'analyse des
modes de défaillance ou I'analyse des paramétres de Weibull, il est fait référence a la CEl 61810-2.

7.22.2 Essais normalisés d'endurance électrique

Ces essais sont normalisés dans la mesure du possible pour permettre la comparaison de
plusieurs produits et donner des informations relatives a la fiabilité et a la qualité estimée
dans des conditions normalisées.
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7.22.3 Configurations générales des essais

La configuration d'essai est montrée a I'"Annexe C.

La source d'alimentation d'énergie d'entrée comprend une unité d'alimentation en énergie
complétée par un circuit de stabilisation compatible avec les limites données pour
I'alimentation en énergie et l'impédance, et la protection correspondante contre les
surintensités. Le dispositif de commutation fournit un diagramme d'impulsions ayant la
fréquence, le facteur d'utilisation et la forme d'onde souhaités pour faire fonctionner le contact
a lames souples via une bobine d'essai.

Le dISpOSItIf de commande fournit Ies S|gnaux pour falre fonctlonner le dispositif de

.

posants

S ou les
courant S ourants
nécessaires pour les mesures. Ensemble, la charge et in nergie de
sortie @éfinissent les conditions de charge. g iti ivgnt étre
sélectionnées parmi les charges normalisées telle es A adification
particuliere-cadre ou dans la spécification particufié
Le disp¢sitif de mesure et d'indication figes. Il

doit augsi indiquer le type de la défailla S S z fecté et

précisern le moment ou cela s'est prod nir sont
I'indication de données et de temps et des
essais, [les défaillances de i hées au
disposit|/f de commande d'

essais

L'équipement d'essai

normalisés d'en@ 3 e spécifiés dans le présent paragraphe|ou des
essais fd'enduran d ication tels que spécifiés dans une spédification
particuliere. Les ¢ i d'application doivent étre écrits de maniére que
I'équipement d'e§sai\cCs ffectuer les essais normalisés d'endurance électrixue soit
également ad is de simulation.

L'essai goi - dans des conditions atmosphériques normalisées.

La fréqy : fonc'onnement, la condition de charge, les nombres d'opérations ajnsi que
les vale ignéeg’de courant et de tension de commutation doivent étre donnés|dans la
spécification particuliere.

La polarité de commutation doit étre conforme a la spécification particuliére.

Le cablage des dispositifs de commande, de mesure et d'indication ne doit réellement
influencer ni le courant traversant le contact ni la tension aux bornes de celui-ci pendant le
fonctionnement. Par exemple, les points d'essai peuvent étre permutables a cet effet.

7.22.4 Procédure

L'essai doit étre effectué dans des conditions atmosphériques normalisées.

L'alimentation en énergie de fonctionnement des bobines d'essai doit étre égale a 150 % de
la valeur d'essai de fonctionnement des contacts a lames souples devant étre soumis a essai.
L'alimentation en énergie de relachement doit étre égale a zéro, sauf exigence contraire dans
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la spécification particuliere. La fréquence de fonctionnement doit étre de: 10; 12,5; 16; 20; 25;
50 ou 60 manceuvres par seconde, sauf exigence contraire dans la spécification particuliére.

Le diagramme d'impulsions doit étre celui d'une forme d'onde rectangulaire avec un facteur
d'utilisation de 50 %, sauf exigence contraire dans la spécification particuliére.

Il convient que la source pour l'alimentation en énergie d'entrée soit une source de tension a
faible impédance interne.

Les bobines d'essai dans lesquelles sont montés les contacts doivent étre alimentées en
énergie individuellement ou en parallele, avec des précautions contre les interactions.
Lorsqu'une suppression pour bobine (composants électriques pour supprimer ou réduire les
transitoires indésirables) est utilisée, elle doit étre prescrite dans la spécificationpantiquliére.

Chaque|contact doit étre relié a une charge distincte avec ou sans hentaire

des confacts, comme prescrit dans la spécification particuliére.

NOTE 1 |Un relais peut étre considéré comme un systeme d'essai pour lg i Qi ce.
Chaque]| contact doit étre soumis a essai pour échec ( < upure a
chaque |[fonctionnement, sauf exigence contraire daps la spécifieati bt essai

doit étrg effectué en mesurant la chute de tension aux I : nditions
de charge normales.

La périgde de mesure 1, pour l'échec’c ébut de

I'alimentation en énergie de la bobine.

La péripde de mesure 7, > b bute a un temps ¢, aprés la fin de
I'alimen

Les temps #4, t5, 74 et Ve donnés\dans la spécification particuliére.

A interValles presefits § &cificatjon particuliére, la résistance du circuit de|chaque
contact |doit étre i t a la méthode en 7.7, excepté que la période de

doit durer 73, comme indiqué dans la spédjfication

mesure

particulil [ nergie doit étre égale a 150 % de la valeur d'alimentption en
énergie \

Les tem i dy dispositif de mesure doivent respectivement étre plus colirts que
T»], TZ et

Le temps.diintégration est le temps requis par le dispositif de surveillance pour enredistrer la
valeur moyenne d'un signal. Dans le cas dune tension dechelon dentree au niveau des
criteres de défaillance, il s'agit du temps requis pour enregistrer une défaillance.

La charge doit étre mise sous tension et hors tension par le contact a lames souples en essai.
Le cablage aux charges doit étre le plus court possible.

Le cablage des dispositifs de commande, de mesure et d'indication ne doit réellement
influencer ni le courant traversant le contact ni la tension aux bornes de celui-ci pendant le
fonctionnement. Par exemple, le point d'essai peut étre permutable a cet effet.

Si la source pour l'alimentation en énergie de sortie est une source de tension, elle doit étre
reliée avec une borne a la terre. La source de tension doit avoir une résistance interne R; et
une impédance d'onde Zg telles que les conditions suivantes soient satisfaites R; < 0,02 x
résistance de charge en courant continu et Z; < 0,02 Z de la charge jusqu'a 1 MHz (voir 7.3).
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Si plusieurs charges sont reliées en paralléle, via le contact respectif en essai, a la méme
source de tension, la charge combinée doit étre prise en compte.

La tolérance sur la source de tension doit étre de 10 % au maximum sur 30 mV et de +2 %
au maximum sur les autres valeurs.

Si le contact est du type asymétrique ayant une polarité de commutation préférentielle, il
convient de I'énoncer dans la spécification particuliére.

NOTE 2 Cette procédure décrit seulement les essais pour le contact a fermeture. Si le contact a ouverture est
soumis a essai, il convient de décrire des conditions d'essai similaires dans la spécification particuliére. Si les
deux types de contact doivent étre soumis a essai, il convient que les deux circuits soient indépendants I'un de

' &l k. iati €3 i = H
I'autre lorpate-getr—eharges-egistiretes—sontréeessaires:

7.22.5 | Conditions de charge normalisées

Les conditions de charge normalisées des essais d'endurance électxj oivent étre phoisies
parmi lgis charges suivantes:

a) Charges résistives (voir Tableau 2)

La g : imal de
0,1 ks, une inductance de <10~4 H et une capacité 3 ude.)
Sid dans la
spéq

Il co contact

sourn
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Tableau 2 — Charges résistives

Type de tension

Tension de la
source de sortie

Courant a travers
les contacts fermés

\ mA

c.c. 0,03 1
0,03 10

0,10 1

5 5

5 10

100

R

1000

NOTE Les charges préférentielles sont soulignées.
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b) Charges combinées (par exemple pour les applications de téléphonie)

La source pour l'alimentation en énergie de sortie doit fournir une tension continue. La
charge doit étre constituée d'une charge résistive combinée avec une protection de cable
et/ou une protection de contact connectée(s). Le cable doit satisfaire aux exigences de la
publication CEl 60096 applicable. La résistance et les fils de connexion doivent satisfaire

aux exigences selon a) ci-dessus.

Les charges combinées de la présente section sont dérivées du Tableau 3 en conjonction

avec les cables choisis dans le Tableau 4.

Tableau 3 — Charges

Tension de la Courant a travers
source de sortie les contacts fermes
V c.c. mA
12 10
24 50
50 50
50 1 N
60 0 \
100 50
NOTE Les charges preferentl?ﬂe\s\so) /éul)qne
Cable n Type de Dés nat nCEl 6 \&/ Z Longueurs
abl Q m
ik 50 1310 100
75 1310100
100 1310 100
140 1310100
NOTE 1 {Les cables et IWe cable préférentiels sont soulignés pour les contacts
a lames syuples
N évitey l'introduction d'une inductance supplémentaire, par exemple
par | al ement bifilaire
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c) Charges inductives

Charges correspondante aux catégories d'utilisation données dans la CEl 60947-5-1. Pour
les essais d'endurance électrique des contacts classés selon les catégories d'utilisation
données dans la CEI 60947-5-1, les essais de durabilité définis dans la CEl 60947-5-1
s'appliquent.

Tableau 5 — Pouvoir de fermeture et de coupure pour les essais d'endurance électrique

Courant | Classification Etablissement Interruption
Charge 1 U cos® 1 U cos@
inductive
alternative

c.a. (bobine- 2 2

707 U 057 7 U T
contacteur, e € € e
électrovanne)
A

Charge 1 U T4.95 1 Q//\ }&9\5

inductive en
courant continu

c.c. :
(bobine- I U 6xP° I <P°

contacteur, e
électrovanne) ° (\ XN
U, est la fension de fonctionnement assignée

I, est le cpburant de fonctionnement assigne
est
P est U, A I, puissance en régime établi, en watts
To,gs est le temps, en millisecondes, pour attew O/@§o>ant ré@e 5

@ Les facteurs de puissance indiqués sont d ntionhglles et apparaissent seulement| dans les
circuits d'essai dans lesquels les caractéristi s bobines sont simulées. Référence et faite au
fait qu M, les\tésistances shunts sont utilisées popr simuler
I'effet

b pour les charges inductiveg” en™courant s aves un dispositif de commutation pour adtionner la
résistance d'économie, i ssigné doit étre au moins égal aJ courant
d'étabjissement le plus

C  La valeur «6xP» est délivé } pirtgue appropriée pour la plupart des charges indugtives c.c.
jusqu'p P =50 6 . C une puissance assignée supérieure a 50 W petivent étre
considgérées comin rg€s en parallele. Par conséquent, la valeur 300 ms cprrespond

a une [limite supérieu 5 r de la puissance.

Valeurs rg

c.a.: 12V
400 V eff,

B80 V eff,

c.c.:.12V

Valeurs rg

1 mA; 10 mA:™5 mA: 30 mA: 50 mA: 100 mA: 0.3 A: 0.5 A:1A:2A:3A:5A

d) Charges de courant d'appel

Les circuits pour les charges capacitives et charges a lampe a incandescence sont décrits a
I'Annexe D.

7.22.6 Exigences

Tout contact individuel doit étre considéré avoir failli (étre devenu «défectueux») lorsqu'une
défaillance définitive se produit au cours du nombre spécifié de fonctionnements. Ainsi, pour
les besoins de l'essai d'endurance, la fin de vie d'un contact (un «défectueux») se produit
lorsqu'une défaillance définitive a été évaluée avant I'achévement du nombre de
fonctionnements spécifié pour I'essai en question.
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